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NOWYS SWIANT METROLOGII

dr hab. ihz'. Michat Wieczorowski mgr inz. Kazimierz Pollak
profesor Politechniki Poznariskiej PREZES
EKSPERT TECHNICZNY

Firma ITA istnieje na rynku polskim od 1999 roku. Przedmiotem naszej dziatalnosci jest dostarczanie
kompleksowych rozwigzan z dziedziny zaawansowanych systemow pomiarowych i narzedziowych.

Oferujemy:

e Sprzedaz urzadzen pomiarowych i narzedzi czotowych producentéw swiatowych
o Specjalistyczne doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego produktu

o Szkolenia dotyczace obstugi oferowanych urzadzen

« Instalacje urzadzeh bezposrednio u klienta

o Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

o Atrakcyjng polityke rabatowag

Naszym kapitatem sa ludzie.
Zespot ITA tworzy wykwalifikowana kadra inzynieréw, ktérzy dzieki szkoleniom krajowym i zagranicznym
posiadaja petne kompetencje dotyczace wsparcia technicznego oferowanych urzadzen.

Druga edycja katalogu firmowego ITA odzwierciedla rozwdj i poszerzenie oferty naszej firmy.

Nowe przyrzady pokazuja, w ktérg strone zmierza swiat metrologiczny i jakie technologie w tym zakresie
zaczynajg - parafrazujac Mickiewicza - trafia¢ pod strzechy. Oprécz gwattownie rozwijajacego sie
skanowania, spektrometrii i coraz lepszych doktadnosci przyrzadéw pomiarowych warto zwréci¢ uwage
na techniki rentgenowskie - zaréwno fluorescencyjne jak i tomograficzne,

ktorych przysztosé rysuje sie bardzo interesujaco.

... a ze warto w ten nowy Swiat wkracza¢ wiekszg i zorganizowana grupa
- serdecznie zapraszamy do wspotpracy !!!
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METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

BADANIA CHROPOWATOSCI I I D M M E L

e

JENOPTIK

GERMANY

HOMMEL-ETAMIC

Firma zatozona w roku 1876 z centralg
w Schwenningen (Niemcy) zajmuje sie najbardziej
subtelnymi pomiarami z zakresu metrologii geomet-
rycznej. Produkuje przyrzady do pomiaru chropowa-
tosci i falistosci powierzchni, oraz btedow ksztattu
w uktadzie 2D i 3D, optyczne urzadzenia do kontroli
elementow obrotowo symetrycznych, stanowiska
i przyrzady do analizy wad powierzchniowych oraz
pneumatyczne i elektroniczne systemy do pomiarow
wymiaréw i kontroli czynnej (w tym maszyny pod
specjalne wymagania odbiorcy). Sa one z powodze-
niem stosowane zaréwno w przemysle jak i w pla-
coéwkach naukowo badawczych. Posiada akredyto-
wane laboratorium wzorcujace, od roku 2000 dziata
w ramach koncernu Jenoptik, a od 2007 potgczona
z firmg Etamic Movomatic.

Przyrzady do pomiaru chropowatosci powierzchni.

T500:

¢ Prosty, idealny do doktadnych i wiarygodnych
pomiaréw chropowatosci powierzchni.

e tatwa obstuga.

e Odpornos$¢ na warunki halowe.

* Ergonomiczna budowa.

przyrzady do pomiaru
chropowato$ci powierzchni

przyrzady do pomiaru
btedéw ksztattu

specjalizowane
przyrzgdy pomiarowe

optyczne pomiary
geometrii elementéw
obrotowo symetrycznych

zakres pomiarowy

40 lub 160 um

rozdzielczo$¢

10 lub 40 nm

odcinki pomiarowe

It 1,5, 4,8, 15 mm

odcinki elementarne

Ic 0,25; 0,8; 2,56 mm, do wyboru od 1 do 5

parametry Ra, Rz, Rt, Rmax, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rq, Rp, R3z, Rpc, Rsm

granice tolerancji

dla wszystkich parametrow

normy ISO, DIN, JIS, SEP
filtry cyfrowy M1, podwojny Rk
wskazanie gtowicy stupkowo i liczbowo
interfejs RS 232
pamiec 125 wynikéw pomiarow
zasilanie akumulator 9,6 V, opcjonalny zasilacz
peryferia drukarka P510, programy Turbo DATAWIN basic i Turbo DATAWIN expert
ciezar 330 g
opcje uchwyty, gtowice do zadan niestandardowych, akcesoria

Przenosna drukarka P510:

Praca na zasilaniu wtasnym lub zewnetrznym.

L]
® Dodatkowo zasila T500.
¢ Wydruk termiczny.

L]

Dokumentacja parametréw, warunkow pomiaru

i profilu.
Bardzo prosta obstuga.
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T1000:

e Elastyczny, umozliwia zaréwno prace w wersji
przenosnej jak i stacjonarnej w wersjach:
- basic (chropowatosc)
- wave (chropowatosc, falistosc, profil niefiltro-
wany)

* Przejrzyste menu w jezyku polskim.

T1000 basic z LV16 T1000 wave z Waveline 20
gfowica ze slizgaczem bez slizgacza
zaKres pomiarowy 160 lub 640 um 160 lub 640 um
rozdzielczo$¢ 10 lub 40 nm 10 lub 40 nm
odcinki pomiarowe | It 0,48; 1,5; 4,8, 15 mm, dowolna od 0,48 do 16

It 0,48; 1,5; 4,8, 15 mm, dowolna od 0,05 do 20
Ic 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm, do wyboru od 1 do 5
wszystkie znormalizowane parametry R, W i P.

odcinki elementarne
parametry
granice tolerancji

Ic 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm, do wyboru od 1 do 5
wszystkie znormalizowane parametry R
dla wszystkich parametrow, 3 kolorowe lampki

dla wszystkich parametréw, 3 kolorowe lampki
normy ISO, DIN, JIS, MOTIF, SEP ISO, DIN, JIS, MOTIF, SEP
filtry cyfrowy M1, podwdjny RK. Is cyfrowy M1, podwojny RK, Is
wySwietlacz graficzny, 240 x 160 pixeli, graficzny, 240 x 160 pixeli,
wskazanie gtowicy stupkowo, liczbowo, profil podczas pomiaru stupkowo, liczbowo, profil podczas pomiaru
interfejs RS 232, IRDA RS 232, IRDA
pamiec 200 profili i wynikow pomiaréw 200 profili i wynikéw pomiarow
zasilanie akumulator 9,6 V, zasilacz akumulator 9,6 V, zasilacz
peryferia wbudowana drukarka, programy Turbo wbudowana drukarka, programy Turbo
DATAWIN basic i Turbo DATAWIN expert DATAWIN basic i Turbo DATAWIN expert
ciezar 1600 g 1640 g
. uchwyty, glowice do zadan niestandardowych, uchwyty, gtowice do zadan niestandardowych,
opcje akcesoria akcesoria

Turbo DATAWIN:

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

e Praca w srodowisku Windows.
M e tatwa i prosta obstuga, do T500 i T1000.
R Dty e Komunikacja z Wordem i Excelem.
= b ¢ Kompleksowa analiza profilu (zoom, wycinanie itp.).
= == I

Ponad 100 parametrow P, Ri W wg. DIN, ISO i JIS.
= - @
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METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Stacjonarne przyrzady do analizy
nieréwnosci i konturu W55:

e Przemystowe stanowisko do pomiaru nierownosci.

BADANIA CHROPOWATOSCI I I D M M E L

mozliwos$¢ pomiaru chropowatosc, falistosc, profil pierwotny
parametry wszystkie znormalizowane wg ISO: P. W, R, Rk, WD, Motyw, JIS, DIN, krawedzie itp.
dtugos¢ pomiaru 16 mm, 20 mm, 60 mm, 120 mm lub 200 mm
kolumna 400 mm lub 800 mm, opcja CNC

plyta granitowa

630 mm, 780 mm lub 1000 mm na 500 mm

zakres pomiaru w 0si Z

zaleznie od gtowicy do 2 mm

rozdzielczo$¢ w osi Z

zaleznie od gtowicy od 1 nm

typ gfowicy

indukcyjna lub optyczna

T8000R:

e Stanowisko laboratoryjne do pomiaru nieréwnosci.

mozliwos$¢ pomiaru

chropowatosc, falistosc, profil pierwotny

opcje topografia (nieréownosci 3D) wraz z wizualizacjg i petnym zestawem parametrow
parametry wszystkie znormalizowane wg ISO: P. W, R, Rk, WD, Motyw, JIS, DIN, krawedzie itp.
atugos¢ pomiaru 20 mm, 60 mm, 120 mm lub 200 mm
kolumna 400 mm lub 800 mm, opcja CNC

ptyta granitowa

630 mm, 780 mm lub 1000 mm na 500 mm

zakres pomiaru w 0si Z

zaleznie od gtowicy do 6 mm

rozdzielczo$¢ w osi Z

zaleznie od gtowicy od 1 nm

typ gtowicy

indukcyjna lub optyczna

C8000:

e Stanowisko laboratoryjne do pomiaru konturu.

mozliwo$¢ pomiaru

kontur

opcje topografia (nieréownosci 3D) wraz z wizualizacjg i petnym zestawem parametrow
dfugosc¢ pomiaru 120 mm lub 200 mm
cechy odlegtosci, promienie, katy, tuki (gotyckie), regresja, dopasowanie, CAD, itp.
kolumna 400 mm lub 800 mm, opcja CNC

plyta granitowa

780 mm lub 1000 mm na 500 mm

zakres pomiaru w 0si Z

zaleznie od gtowicy do 60 mm

rozdzielczos¢ w osi Z

zaleznie od gtowicy od 50 nm w catym zakresie pomiarowym

typ gtowicy

indukcyjna lub inkrementalna
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Digiscan:
¢ Ultra precyzyjne stanowisko laboratoryjne
do pomiaru konturu.

mozliwos¢ pomiaru kontur
opcje topografia (nieréownosci 3D) wraz z wizualizacjg
dtugos¢ pomiaru 120 mm
cechy odlegtosci, promienie, katy, tuki (gotyckie), regresja, dopasowanie, CAD, itp.
kolumna 400 mm CNC

plyta granitowa

780 mm 500 mm

zakres pomiaru w 0si Z

zaleznie od gtowicy do 90 mm

rozdzielczo$¢ w osi Z

zaleznie od gtowicy od 50 nm w catym zakresie pomiarowym

typ gtowicy

inkrementalna z magnetycznym mocowaniem koncowki, pomiar obustronny

T8000RC:

¢ Stanowisko laboratoryjne do pomiaru
nieréwnosci i konturu.

mozliwos¢ pomiaru chropowatosc, falistosc, profil pierwotny, kontur
opcje topografia (nierownosci 3D) wraz z wizualizacjg i pefnym zestawem parametrow
parametry wszystkie znormalizowane wg ISO: P, W, R, Rk, WD, Motyw, JIS, DIN, krawedzie itp.
cechy odlegtosci, promienie, katy, tuki (gotyckie), regresja, dopasowanie, CAD, itp.
dtugosc pomiaru 20 mm, 60 mm, 120 mm lub 200 mm
kolumna 400 mm lub 800 mm, opcja CNC

plyta granitowa

630 mm, 780 mm lub 1000 mm na 500 mm

zakres pomiaru w 0si Z

zaleznie od gtowicy do 60 mm

rozdzielczos¢ w osi Z

zaleznie od gtowicy od 1 nm

typ gtowicy

indukcyjna, optyczna lub inkrementalna

Nanoscan:

e Ultra precyzyjne stanowisko laboratoryjne
do pomiaru nieréwnosci i konturu.

mozliwos$¢ pomiaru

chropowatosc¢, falisto$¢, profil pierwotny, kontur

opcje topografia (nierownosci 3D) wraz z wizualizacjg i peinym zestawem parametréw
parametry wszystkie znormalizowane wg ISO: P, W, R, Rk, WD, Motyw, JIS, DIN, krawedzie itp.
cechy odlegtosci, promienie, katy, tuki (gotyckie), regresja, dopasowanie, CAD, itp.
dfugos¢ pomiaru 200 mm
kolumna 550 mm CNC
ptyta granitowa 850 mm na 600 mm

zakres pomiaru w 0si Z

zaleznie od gtowicy do 48 mm

rozdzielczos¢ w osi Z

zaleznie od gtowicy od 0,6 nm w catym zakresie pomiarowym

typ glowicy

interferometryczna

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYCH
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Software:

e \Wygodne i wiarygodne oprogramowanie
sterujgce i raportujace w jezyku polskim.

..... IR Ors
- bt SIS

| .‘"f—.l:u: i

Topografia:

e Akcesoria i oprogramowanie do analizy
nierownosci 3D w jezyku polskim.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Glowice pomiarowe:

e Hommel Etamic oferuje ponad 100 réznych
gtowic do pomiaru nieréwnosci i konturu, pra-
cujacych w oparciu o rézne zasady fizyczne
oraz inne akcesoria (wzorce, uchwyty, stoliki,
itp.). Oto kilka przyktadow:
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POMIAR BLEDOW KS2TALTU I I D M M E L

Przyrzady do pomiaru btedow ksztattu.

F500:

e Prosty przyrzad do analizy podstawowych
odchytek ksztattu i potozenia.

mozliwo$¢ pomiaru okragtosc, wspotsrodkowosé, bicie, rownolegtosc, prostopadtosg, itp.
osie pomiarowe obrotowa C
zakres pomiaru Srednic do 320 mm
zakres pomiaru wysokosci do 300 mm
Jjustowanie reczne wspomagane komputerowo
tozyskowanie stolika powietrzne
biad stolika od 0,025 um

F1000: +

e Prosty przyrzad do analizy podstawowych

odchytek ksztattu i potozenia. —— . f

[\ F &=

......

mozliwo$¢ pomiaru okragtos¢, wspotsrodkowosc, bicie, rownolegto$¢, prostopadtosc, itp.
osie pomiarowe obrotowa C
zakres pomiaru Srednic do 320 mm
zakres pomiaru wysokosci do 300 mm
Jjustowanie reczne wspomagane komputerowo
tozyskowanie stolika powietrzne
btad stolika od 0,025 um
F1003:

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

e Elastyczny przyrzad do analizy wiekszosci
odchytek ksztattu i potozenia.

OZINOeE pomiBrl okragtosc, wspotsrodkowosc, bicie, rownolegtosé, prostopadtos$c, walcowosé,
prostoliniowos$c, nachylenie, itp.
osie pomiarowe obrotowa C, pionowa Z
zakres pomiaru Srednic do 340 mm
zakres pomiaru wysokosci do 350 mm lub 550 mm
rownolegtosc¢ C/Z od 1 um
Jjustowanie reczne wspomagane komputerowo
fozyskowanie stolika powietrzne
btad stolika od 0,025 um
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F4004:

e Automatyczny przyrzad do analizy wszystkich
odchytek ksztattu i potozenia.

mozliwosé pomiaru okragtosc, wspotsrodkowosc, bicie, rownolegtosc, prostopadtosc, walcowosc,
prostoliniowo$c, nachylenie, bicie catkowite, ptaskosc itp.
osie pomiarowe obrotowa C, pionowa Z, pozioma R
zakres pomiaru $rednic do 430 mm
zakres pomiaru wysokosci do 350 mm lub 550 mm
rownolegtos¢ C/Z od 1 um
Jjustowanie automatyczne
opcje pomiar chropowatosci, topografii
tozyskowanie stolika powietrzne
btad stolika od 0,02 um
Roundscan:

e Ultra precyzyjny automatyczny przyrzad do ana-
lizy wszystkich odchytek ksztattu i potozenia.

mozliwo$¢ pomiaru

okragtosc, wspotsrodkowoscé, bicie, rownolegtosc, prostopadtosé, walcowosé,
prostoliniowoSc, nachylenie, bicie catkowite, pfaskosc itp...

osie pomiarowe

obrotowa C, pionowa Z, pozioma R

zakres pomiaru Srednic

do 450 mm lub 550 mm

zaKres pomiaru wysokosci

do 350 mm, 550 mm lub 900 mm

rownolegtosc¢ C/Z od 0,5 um
Jjustowanie automatyczne
opcje pomiar chropowato$ci, topografii
fozyskowanie stolika powietrzne
btad stolika od 0,01 um

e Firma oferuje rowniez maszyny wrzecionowe, do
pomiaru btedéw ksztattu na przedmiotach ciezkich,
ktére w trakcie pomiaru sie nie obracaja.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYCH
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Software: S

o

e Wygodne i wiarygodne oprogramowanie sterujace .%‘
i raportuj jezyku polskim.
i raportujgce w jezyku polskim :-:H §
. =
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Topografia:

e Akcesoria i oprogramowanie do analizy nieréwnosci
3D w jezyku polskim.

Akcesoria:

e Hommel Etamic oferuje rozne warianty gtowic
do pomiaru btedoéw ksztattu i nieréwnosci po-
wierzchni dla przyrzadéw do pomiaru odchytek
ksztattu, oraz inne akcesoria (wzorce, uchwyty
itp.). Oto kilka przyktadow:

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH
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Przenosne przyrzady do pomiaru odchytek
ksztaltu i monitorowania powierzchni:
¢ Incometer - precyzyjny, przenosny przyrzad
do analizy odchytek ksztattu i potozenia.

; Topometer:
e e Wszechstronny przeno$ny przyrzad do analizy

—%gp uktadu i wielkosci nieréwnosci powierzchni.
IR, = {
-

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Przyrzady specjalizowane, do pomiaru
geometrii walow korbowych i watkéw rozrzadu:
¢ Shaftscan - elastyczne i szybkie stanowisko
do petnej kontroli geometrii i odchytek watow

korbowych i watkow rozrzadu.
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Specjalizowane przyrzady pomiarowe.

IPS:

e Rodzina szybkich przyrzadow i gtowic do analizy
wad powierzchni.

zakres Srednic od 14 mm
gtebokosc do 456 mm
obrot wrzeciona automatyczny
predkos$¢ skanowania 10.000/ s
osSwietlenie wbudowane

Valvescan:
e Automatyczny i szybki pomiar gniazd zaworowych.

zasada pomiaru pneumatyczno - stykowa
obrot wrzeciona automatyczny
powtarzalnosc 1 um

zakres srednic prowadnic od 5 mm

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Movotelit:
e Ultra precyzyjny pomiar dtugosci.

zakres 30 mm
rozdzielczos¢ 0,02 um
pomiar w poziomie,
koncowki do zadan specjalnych

opcje

by

I'5-"'| |
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Specjalizowane stanowiska pomiarowe:
¢ Wieloczujnikowe maszyny pomiarowe, reczne
i automatyczne, stykowe i bezstykowe, projek-
towane pod aplikacje klienta.

Pneumatyczne urzadzenia pomiarowe:

e Pneumatyczne gtowice do pomiaréw watkow
i otworéw i wzorce do nich.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Kontrola czynna:

¢ Elastyczne gtowice i systemy do pomiaru
wymiarow w trakcie obrébki.
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5

Elektronika odczytowa:

e Dopasowane do potrzeb aplikacji elektroniczne
systemy wyswietlania wartosci i analiz SPC.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH
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Optyczne pomiary geometrii elementow
obrotowo symetrycznych:

Hommel Etamic Opticline:

e Pomiary wszystkich cech dtugosci, Srednicy
oraz bteddéw ksztattu i potozenia z przedmiotow
obrotowo symetrycznych. Profil przedmiotu
jest automatycznie skanowany kamerga CCD.

Dzieki wysokiej rozdzielczosci system dziata bardzo
szybko. Uktad oswietleniowy z kamerg przesuwa sig
wzdtuz przedmiotu, przy pomiarach dynamicznych
dodatkowo przedmiot sie obraca. Praca w $rodowis-
ku Windows, pomiary $rednic, dtugosci, katéw, pro-
mieni, odlegtosci, kotowosci, walcowosci, bicia, réw-
niez z powierzchni przerywanych. Maszyny specjalne
pod klienta do Srednicy 480 mm i dtugosci 2500 mm.

Przyktady mierzonych elementow:

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Mozliwosci pomiarowe Opticline:
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Jedna z ciekawszych aplikacji dla maszyny opticline
jest pomiar watéw wykorbionych. Istnieje mozliwo$é
mierzenia btedow ksztattu, Srednic, dlugosci itd. na
czopach gtéwnych jak i na wykorbieniach.

Maszyna Opticline 1023 dedykowana

do pomiaréw watéw korbowych:
Pomiar watéw korbowych

na maszynie opticline:

(4 )

A1

Mozliwos¢ pomiaru geometrii fopatek Opcja pomiaru zarysu krzywki wykorzystywana
kompresoréw oraz turbin: przez producentéw watkow rozrzadu:

Kontrola wymiarowa zaworéw:

Pomiary w linii produkcyjnej. Z uwagi na coraz
wieksze wymagania dotyczace czasu pomiaru
Opticline znajduje zastosowanie na liniach pro-
dukcyjnych. Jest powszechnie stosowany
w 100% kontroli zawordw jak i innych elementow
obrotowych.

f )




WSPOLR2EDNOSCIOWE MAS2Y9NY POMIAROWE

Firma nalezaca do duzego koncernu Hexagon. Leitz
specjalizuje sie w produkcji bardzo doktadnych maszyn
pomiarowych, maszyn do inspekgcji kot zebatych oraz
glowic pomiarowych. Maszyny firmy Leitz znajduja za-
stosowanie zaréwno w laboratoriach pomiarowych jak
i na produkcji. Firma oferuje maszyny w bardzo szerokim
zakresie wymiaréw przestrzeni roboczej; od 500 x 400 x
300 mm do 7000 x 4000 x 3000 mm. Leitz posiada row-
niez jedyne oprogramowanie rozwijane od okofo 20 lat
o nazwie QUINDOS.

Leitz Micra:

Wspoétrzednosciowa maszyna pomiarowa
do pomiaréw elementéw o malych gabarytach:

Leitz Micra, bardzo doktadna, kompaktowa wspotrzedno-
Sciowa maszyna pomiarowa dedykowana do pomiarow
matych elementéw. Solidna konstrukcja maszyny daje
najwyzszg mozliwg doktadnos¢ oraz dtugotrwatg stabil-
nos¢ wynikow przy pomiarach matych detali. :
Dzieki zastosowaniu w standardowej konfiguracji maszy-
ny gtowicy skanujacej LSP-X1c, istnieje mozliwos¢ za-
stosowania szybkiego skaningu. Mozliwos¢ zastosowa-
nia matej sity nacisku gtowicy umozliwia mierzenie za po-
moca tej maszyny materiatéw bardzo delikatnych. Maszy-
na moze wspotpracowaé z oprogramowaniem Quindos
lub PC DMIS.

Wspotrzednosciowa maszyna pomiarowa Leitz Micra
znajduje zastosowanie w inzynierii precyzyjnej, przemy-

Obcigzenie stotu do 250kg Sle optycznym, elektronice i telekomunikaciji, technologii
Zakres pomiarowy maszyny Leitz Micra medycznej, w przemysle wytwarzajagcym zegarki, prze-
500 x 400 x 300 mm mysle samochodowym.

Specyfikacja techniczna maszyny Leitz Micra:
zakres czestosc Vmax amax
Elum] Plum] THP[um] | temperatury | probkowania| [mm/sec] | [mm/seci?
Micra 5.4.3 1+L/400 1,0 2,0/90s 19-21°C 25/min 430

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Leitz Reference:

Firma Leitz jest niemieckim producentem serii maszyn
Leitz Reference wykorzystywanej do szybkich i precyzyj-
nych pomiaréw 3D. Leitz Refernce jest zaprojektowany
do inspekcji elementéw o standardowej geometrii ( blok
cylindrowy, korpusy), ale sprawdza sie tez doskonale
przy pomiarach elementéw o geometrii specjalnej takich
jak ttok, topatka i wiele innych. Technologia gtowicy Leitz
umozliwia zastosowania High-Speed-Scanning dla zbie-
rania bardzo duzej liczby punktéw pomiarowych w bar-
dzo krétkim czasie.

Wspoétrzednosciowa maszyna pomiarowa
do szybkich i precyzyjnych pomiaréw:

Jedna z najszybszych wspétrzednosciowych maszyn
pomiarowych na swiecie. Portalowa maszyna pomiaro-
wa z ruchomym portalem. Produkowana w zakresie
od 500 x 400 x 300 mm do 2200 x 1200 x 900 mm.
Doktadnos$¢ od 0,8 + L/350 [um]. Bardzo duza predkos¢
(520 mm/s) i przyspieszenie 3300 mm/s’.
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Cechy maszyny Leitz Reference obejmuja:

Ruchomy portal z opatentowana technologig
"TRICISION".

Liniat Heidenhaina o duzej rozdzielczosci

z kompensacja temperatury.

Granitowy stot.

tozyska powietrzne.

Gtowica z mozliwoscig stosowania przedtuzek
do 800mm.

Magazyn wymiany gtowic (opcja).

Specyfikacja techniczna maszyny Reference:

refEromae s

p— S — [

5 P THP zakres czestosc Vinax Qmax
[um] [um] [um] temperatury | probkowania | [mm/sec] [mm/sec]]
Reference 5.4.3 0,8+L/400 0,8 1,6/45s 19-21°C 35/min 450 4000
Reference 10.7.6 0,9+L/400 1,0 1,9/45s 19-21°C 40/min 520 3300
Reference 15.9.7 0,9+L/400 1,0 1,9/45s 19-21°C 40/min 520 3300
Reference 20.9.7 0,9+L/400 1,0 1,9/45s 19-21°C 40/min 520 3300
Reference 22.12.9 1,5+L/400 1,5 2,1/45s 19-21°C 40/min 520 3300
Reference 30.12.9 1,7+L/400 1,5 2,1/45s 19-21°C 40/min 520 3300
Reference 45.12.9 1,7+L/400 1,5 2,1/45s 19-21°C 40/min 520 3300

Leitz PMM-F:

Laboratoryjna doktadnos¢ na hali produkcyjnej:

Zapewnia dokfadno$ci laboratoryjne na hali produkcyjne;.
Maszyna pomiarowa z ruchomag belka. Produkowana
w zakresie od 1200 x 1000 x 700 mm do 3000 x 2000
x 1600 mm. Mozliwo$¢ prowadzenia doktadnych pomiaréw
w zakresie 15 - 35°C. Petna ochrona antykolizyjna. tozyska
powietrzne. Kazda maszyna Leitz PMM-F jest wyposazona
w zintegrowany aktywny system ttumienia drgan. Nie jest
wymagany oddzielny fundament, a maszyna moze by¢
umieszczona gdziekolwiek w fabryce. Technologia gtowicy
Leitz umozliwia zastosowania High-Speed-Scanning dla
zbierania bardzo duzej liczby punktéw pomiarowych w bar-
dzo krétkim czasie.

Cechy maszyny Leitz PMM-F obejmuja:

Ruchomy most zaprojektowany w sposéb zapewnia-
jacy minimalizacje ruchomych mas.

Masywna rama typu U, wykonana w catosci z granitu.

Ceramiczna os Z.

Podwajny naped oraz podwajne liniaty w osi X.
Gtowica LSP-S2, umozliwiajaca zastosowanie prze-
dtuzacza do 800mm.

Zintegrowany aktywny system ttumienia drgan. Nie
jest wymagany fundament.

Specyfikacja techniczna maszyny PMM-F:

E P THP zakres czestos$¢ Vimax 8max
[um] [um] [um] temperatury | probkowania | [mm/sec] [mm/sec]]
PMM-F 30.20.10 1,7+L/400 1,5 2,4/68s 18-22°C 35/min 600 3000
1,7+L/300 18-24°C
PMM-F 30.20.15 2,3+L/400 1,8 2,8/68s 18-22°C 25/min 400 2500
2,3+L/300 18-24°C
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Leitz PMM-C:

Wspoirzednosciowa maszyna
pomiarowa o bardzo duzej doktadnosci:

Maszyna serii PMM-C jest wspotrzednosciowa maszyna
pomiarowg o bardzo duzej doktadnosci przeznaczong do
inspekcji standardowej geometrii wyrobow takich jak: kor-
pusy, bloki cylindrowe, obudowy skrzyni biegow jak i wa-
tow, krzywek, koto kompresora i wiele innych. Technolo-
gia gtowicy Leitz umozliwia zastosowania High-Speed-
Scanning dla zbierania bardzo duzej liczby punktow po-
miarowych w bardzo krétkim czasie. Maszyna umozliwia
pomiary kot zebatych.

Cechy maszyny PMM-C:

e ,Zamknieta rama” zaprojektowana jako nieruchomy
portal i ruchomy stét.

e Liniaty Heidenhain o duzej doktadnosci z kompen-
sacja temperatury.

* tozyska powietrzne z elektronicznym monitorowa-
niem poduszki powietrznej.

* Maszyna wykonana z granitu i zeliwa, nie stosowa-
ne jest aluminium.

e Gtowica Leitz typu LSP-S2, umozliwiajaca zastoso-
wanie przedtuzaczy do 800mm.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYCH

Specyfikacja techniczna PMM-C:

WMP E P THP zakres czestosc : Vinex @max
[um] [um] [um] temperatury |préobkowania | [mm/sec] [mm/sec[]

PMM-C Ultra 0,4+L/1000 0,5 1,4/68s 19,5-20,5°C 20/min 300 1500
PMM-C 8.10.6 0,6+L/600 0,6 1,5/45s 19-21°C 40/min 400 3000
PMM-C 12.10.6 0,6+L/600 0,6 1,5/45s 19-21°C 40/min 400 3000
PMM-C 12.10.7 0,6+L/600 0,6 1,5/45s 19-21°C 40/min 400 3000
PMM-C 16.12.7 0,9+L/500 0,9 1,8/45s 18-22°C 40/min 400 3000
PMM-C 24.12.7 0,9+L/500 0,9 1,8/45s 18-22°C 40/min 400 3000
PMM-C 24.16.7 1,3+L/500 1,0 1,8/45s 18-22°C 40/min 400 3000
PMM-C 16.12.10 P 1,3+L/500 1,0 1,8/45s 18-22°C 40/min 400 3000
PMM-C 16.12.10 1,6+L/400 1,3 2,1/45s 18-22°C 40/min 400 3000
PMM-C 24.12.10 P 1,3+L/500 1,0 1,8/45s 18-22°C 40/min 400 3000
PMM-C 24.12.10 1,6+L/400 1,3 2,1/45s 18-22°C 40/min 400 3000
PMM-C 24.16.10 1,9+L/400 1,6 2,4/45s 18-22°C 40/min 400 3000
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eitz PMM-C Infinity:
Doktadnosc¢ na najwyzszym swiatowym poziomie:

Jedna z najdokfadniejszych wspétrzednosciowych ma-
szyn pomiarowych na Swiecie. Portalowa maszyna po-
miarowa z ruchomym stotem. Doktadnos$é: 0,3um +
L/1000. Bardzo duza predkos¢ (400 mm/s) i przyspie-
szenie 3000 mm/s’. Podczas projektowania i budowy
maszyny Infinity wazne byto tylko jedno: aby zbudowac
najdoktadniejsza maszyne na sSwiecie. Bazujac na 30
letnim doswiadczeniu w projektowaniu i produkcji wspot-
rzednosciowych maszyn pomiarowych firma Leitz zde-
cydowata sie zbudowaé maszyne o doktadnosci niespo-
tykanej do tej pory na rynku. Tak powstata maszyna
Leitz Infinity. Jej btad pomiarowy dla dtugosci ,E” jest
mniejszy niz 0.3um + L/1000 [um] przy rozmiarach ma-
szyny 1200x1000x700. W ten sposéb maszyna Leitz
PMM-C Infinity osiagneta nowy wymiar doktadnosci. Na-
lezy zauwazy¢ iz ten niewyobrazalnie maty btad pomia-
rowy jest osiggany w przestani 3D.

Cechy maszyny Leitz Infinity:

e ,Zamknieta rama” zaprojektowana jako
nieruchomy portal i ruchomy stot.

e Ultra duza rozdzielczo$¢ liniatow:
4 nanometry (0.004um).

e Maszyna wykonana z granitu i zeliwa,
nie stosowane jest aluminium.

e Aktywny system ttumienia drgan.

e Gtowica Leitz 3D typ LSP-S4 umozliwiajaca
wykorzystywanie przedtuzki do 800mm.

* Mozna zamocowac konfiguracje
trzpieni pomiarowych do 1000 g.

® Petna ochrona antykolizyjna.

e tozyska powietrzne.

Specyfikacja techniczna PMM-C Infinity:

[E = THP zakres czestosc Vimex Qmax
[um] [um] [um] temperatury | probkowania| [mm/sec] [mm/sec]]
Infinity 0,3+L/1000 0,4 1,2/59s 19-20°C 20/min 300 1500
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Leitz PMM-G:

Imponujacy rozmiar i zadziwiajaca dokladnose¢:

Mostowa maszyna pomiarowa z ruchomym mostem. Pro-
dukowana w zakresie od 3000 x 2000 x 1000 mm do
7000 x 4000 x 3000 mm. Prowadnice granitowe. Mozna
zamocowac konfiguracje trzpieni pomiarowych z prze-
diuzaczami do 800 mm. Petna ochrona antykolizyjna.
tozyska powietrzne. Najwieksza na Swiecie wspotrze-
dnosciowa maszyna pomiarowa o duzej doktadnosci
stosowana min. do pomiaru kot zebatych.
Nowa seria maszyn Leitz PMM-G jest za-
projektowana w oparciu o ponad 50 zain-
stalowanych maszyn serii PMM-Gantry.
PMM-G oferuje wzrost dokfadnosci po-
przez zastosowanie zupetnie nowych roz-
wigzan. Pomimo bardzo duzych rozmiarow:
maszyny tego typu zapewniajg osiagniecie
doktadnosci na poziomie, ktory jest ofero-
wany przez maszyny o duzo mniejszych
gabarytach. Cze$ci mierzone na maszy-
nach PMM-G to najczesciej duze silniki
okretowe, czesci silnikow odrzutowych,
czesci skrzydet samolotowych, satelity,
kota zebate duzych rozmiaréw. Maszyna
PMM-G moze by¢ takze stosowana jako
narzedzie do sprawdzania i kontroli duzych
i bardzo duzych kot zebatych.

Cechy maszyny Leitz PMM-G obejmuja:

e Ruchomy most zaprojektowany w sposéb zapew-
niajacy minimalizacje ruchomych mas.

e Masywne granitowe prowadnice w osi X oraz Y
podparte w dwoch miejscach.

e Ceramiczna o$ Z.

* Podwdjne napedy w osi X.

e Gtowica LSP-S2, z mozliwoscig zastosowania prze-
diuzacza do 800 mm.

e Zintegrowany system ttumienia drgan dla maszyny

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

i fundamentu.
Specyfikacja techniczna PMM-G:
model zakres X zakres Y zakres Z MPEE
[mm] [mm] [mm] [um]
XX.20.12 3000/4000/5000/6000/7000 2000 1200 MPEE = 2.4 + L/400
XX.30.12 3000/4000/5000/6000/7000 3000 1200 MPEE = 2.4 + L/400
XX.40.12 5000/6000/7000 4000 1200 MPEE = 2.8 + L/400
XX.20.16 3000/4000/5000/6000/7000 2000 1600 MPEE = 2.6 + L/400
XX.30.16 3000/4000/5000/6000/7000 3000 1600 MPEE = 2.8 + L/400
XX.40.16 5000/6000/7000 4000 1600 MPEE = 3.0 + L/400
XX.20.20 3000/4000/5000/6000/7000 2000 2000 MPEE = 2.8 + L/400
XX.30.20 3000/4000/5000/6000/7000 3000 2000 MPEE = 3.0 + L/400
XX.40.20 5000/6000/7000 4000 2000 MPEE = 3.3 + L/400
XX.30.25 3000/4000/5000/6000/7000 3000 2500 MPEE = 3.5 + L/400
XX.40.25 5000/6000/7000 4000 2500 MPEE = 3.9 + L/400
XX.30.30 3000/4000/5000/6000/7000 3000 3000 MPEE = 3.9 + L/400
XX.40.30 5000/6000/7000 4000 3000 MPEE = 4.5 + 1/400
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eitz SIRIO:

Robot pomiarowy:

Robot pomiarowy z bardzo duzym magazynem trzpieni
pomiarowych i podwojnym chwytakiem. Obrotowy stot.
Mozliwosc prowadzenia doktadnych pomiarow w zakresie
15 - 35°C. Pelna ochrona antykolizyjna. tozyska powie-
trzne. 28 zintegrowanych czujnikéw temperaturowych
kompensuje wahania temperaturowe w realnym czasie.
Dzieki zastosowaniu tej unikalnej technologii maszyna
Leitz SIRIO zachowuje swoja doktadno$¢ w zakresie tem-
peratury od 15 do 40 stopni. Dzieki temu SiRIO moze by¢
stosowane do kontroli elementéw juz na linii produkcyjnej
np.: blokow silnikowych lub gtowic. Dzieki technologii
MultiSCAN rézne gtowice pomiarowe (gtowica stykowa
oraz gtowica skaningowa) stosowane do réznych zadan
pomiarowych moga by¢ zmieniane automatycznie.

Specyfikacja techniczna SIRIO:

Cechy maszyny Leitz SIRIO obejmuja:

e Robot pomiarowy z ruchomym ramieniem
i stolem obrotowym.
Liniaty szklane duzej rozdzielczosci.

e Automatyczna kompensacja temperatury
bazujgca na 28 sensorach.

* Technologia MultiSCAN do automatycznej
zmiany gtowic pomiarowych.

sirio 688

e = THP zakres czestosc Vimex Qmax
[um] [um] [um] temperatury | probkowania | [mm/sec] [mm/sec]]
SIRIO 6.8.8 o .
MultiSCAN 1,9+L/250 2,6 3,5/72s 15-30°C 105/min 900 3400
SIRIO 6.8.8 2,5+L/250 32 - 15-30°C 105/min 900 3400
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Firma Sheffield zostata zatozona w 1906 roku przez
Oscara Polka. Na poczatku zajmowata sie produkcja
sprawdzianow, a w roku 1965 zbudowata pierwsza ma-
szyne pomiarowg (byta to pierwsza maszyna pomiarowa
wybudowana w USA). Podczas 40 lat istnienia firma
wprowadzata na rynek pionierskie rozwigzania dotycza-
ce wspotrzednosciowych technik pomiarowych. W chwili
obecnej firma stawia na produkcje maszyn przystosowa-
nych do pracy na hali produkcyjnej w trudnych warun-
kach otoczenia.

Sheffield Discovery DIII:

W pelni automatyczna maszyna CNC:

Niska cena przy bardzo duzych mozliwosciach.
Zbudowana z materiatow kompozytowych.
Ustawiana na wozku.

£atwos¢ przemieszczania.

£ozyska mechaniczne.

Intuicyjna obstuga.

Moze by¢ stosowana w warunkach produkeyjnych.
Mozliwos¢ skaningu.

W porownaniu z poprzednim modelem udato sie uzyskac
lepaze doktadnos$ci poprzez zastosowanie nowych liniatow
oraz nowych napedéw. Na zyczenie klienta maszyny doste-
pne z gtowicami Renishaw i Tesa zaréwno recznymi jak
i W pefni automatycznymi. Kompensacja temperatury
w standardzie. Maszyna dostepna z oprogramowaniem
PC DMIS w wersji PRO, CAD lub CAD++.
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Discovery DIl dostepna jest w trzech odmianach:

model D-8 D-12 D-28
zakres X (mm) 500 500 760
zakres Y (mm) 600 900 1000
zakres Z (mm) 400 400 600
charakterystyka techniczna

MPEE (um) 3,9 + L/250

MPEP (um) 39
MPEies (LM/s) 6,5/85
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Jprogramowanie PC-DMIS:

nteraktywne graficzne oprogramowanie pomiarowe:

e Program PC-DMIS zostat zaprojektowany z myslg
0 maksymalnym ograniczeniu czasu potrzebnego
na szkolenie operatora.

® Wystepuje w kilku réznych wersjach, mozliwie
najlepiej dopasowujac sie do wymagan uzytkownika.

PC-DMIS PRO:

e |ntuicyjny graficzny interfejs uzytkownika dajacy
tatwy dostep uzytkownikom o réznym stopniu za-
awansowania.

* Modyfikowalny pasek narzedzi z ikonami.

¢ Jedno klikniecie rozpoczyna procedury pracy.

®* PROBE & GO - dotknij ceche, a software zrobi
reszte.

® FLY - ciagta interpolacja ruchu zwieksza wydajnosé
inspekcji.

* Mozliwos¢ animaciji 3D.

e Szybka interakcja z Microsoft Word i Excel aby
tworzy¢ dowolne konfiguracje danych wyjsciowych
i raportow.

* Mozliwosc okreslenia tolerancji ISO.

® Peten zestaw narzedzi do raportow.

PC-DMIS CAD:
Posiada wszystkie mozliwosci PC-DMIS PRO plus:

®* Wsparcie CAD - mozliwos¢ eksportu oraz importu
danych w formatach: VDAFS, IGES, DXF, DWG,
STEP, SAT, STL, DES.

e Wyjscie dla danych statystycznych,

* Mozliwosci stosowania inzynierii odwrotnej
w formatach IGES i VDA.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

PC-DMIS CAD++:

Posiada wszystkie mozliwosci oprogramowania
PC-DMIS CAD plus:

* Mozliwos¢ skaningu powierzchni swobodnych
(linia otwarta, linia zamknieta, $ciezka, sekcja,
skan kotowy).

* Mozliwos¢ pomiaru blach ttoczonych.

®* Mozliwos¢ skaningu bez uzycia gtowicy skanujace;j,
tzw. skaning punktowy.




Tomografy firmy GE charakteryzuja sie kilko-
ma cechami, dzieki ktérym znajduja sie w Sci-
stej, Swiatowej czotéwce:

e Szeroki zakres produkcji do roznych aplikacii.
e Wiasne lampy o najnowszych rozwigzaniach
(m.in. bardzo dtuga zywotnos$¢), zaréwno o du-
zej mocy jak i matej wielkosci plamki w ognisku.
Rozdzielczos¢ voxela juz od 0,2 pm.

Btedy pomiaru nawet ponizej 1 pm.

Bardzo duza gestos¢ punktow pomiarowych.
Unikalne moduty oprogramowania pozwalajace
na niezrownang redukcje szumow i zaktécen
oraz filtracje zjawisk wynikajacych z praw fizyki.
e tatwosc uzytkowania i szybko$¢ dziatania.

e Automatyczna kalibracja geometryczna.

e Granit jako materiat konstrukcyjny podstawy.

Nanotomograf do bardzo precyzyjnych analiz i pomiarow:

GE-PHOENIX

TOMOGRAFY RENTGENOWSKIE

GE
Measurement & Control Solutions

phoenix|x-ray

Phoenix X-ray jest linig produktow firmy GE Sensing
& Inspection Technologies z koncernu General Electric.
Firma powstata pod koniec lat 90-tych XX wieku
w Wunsdorf (Niemcy), gdzie do dzis miesci sie jej glow-
na siedziba, produkcja oraz dziat badan i rozwoju. W krot-
kim czasie stata sie liderem w dziedzinie komputerowej
tomografii rentgenowskiej do celéw badania materiatow:
(w skali mikro) i metrologii 3D.

Tomografy rentgenowskie:

Sa to tomografy komputerowe, czyli pozwalajace na uzy-
skanie obrazéw tomograficznych (przekrojow) badanego
obiektu, a nastepnie przedstawiajace jego obraz przes-
trzenny (3D) z wielu uje¢ ptaskich (2D) wykonanych w roz-
nych potozeniach. Obrazy tomograficzne zawierajg infor-
macje o potozeniu i gestosci cech absorbujacych w obie-
kcie i sg dalej wykorzystywane do rekonstrukcji danych
przestrzennych. Jakakolwiek réznice w materiale wew-
natrz obiektu, zmiane jego gestosci lub pory mozna zo-
brazowac i zmierzy¢. Tomografia rentgenowska w metro-
logii i badaniach materiatowych charakteryzuje sie nieru-
choma lampa rentgenowska i wykorzystuje obrot przed-
miotu. Dzieki przejsciu promieniowania przez caty przed-
miot pozwalajg na pomiary nawet bardzo ztozonych obie-
ktéw z powierzchniami trudno dostepnymi lub wrecz nie-
widocznymi. W ten sposob komputerowa tomografia ren-
tgenowska jest idealnym narzedziem do mikro analiz 3D,
szukania wad wewnetrznych, rozwarstwien, wtracen i po-
miaru wielkosci geometrycznych w wielu dziedzinach na-
uki i przemystu.

Nanotom:

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

e Minimalna wielko$¢ plamki w ognisku pozwala roz-
réznié obiekty juz o wielkosci 200 - 300 nm.

¢ Zakres aplikacji od probek stabo absorbujacych
promieniowanie do mocno absorbujacych metali.

dane techniczne nanotom
lampa 180 kV / 15 W otwarta nanofokus
rozdzielczosc¢ (voxel) od 0,5 um
Srednica probki do 120 mm
wysokoS¢ probki do 150 mm
masa probki do 1 kg




TOMOGRAFY RENTGENOWSKIE

V|tome|x s:

Wszechstronny tomograf o wysokiej rozdzielczosci:

=-PHOENIX

dane techniczne

V|tome|x s

lampa 240 kV / 320 W otwarta mikrofokus
opcja druga lampa 180 kV / 15 W otwarta nanofokus
rozdzielczos¢ (voxel) od 4 um (2 um dla lampy nanofokus)
Srednica probki do 260 mm
wysokoS¢ probki do 420 mm
masa probki do 10 kg

e Elastyczny system pozwalajacy na zamontowanie
dwdch lamp w tomografie.

* Do inspekcji wad i analiz strukturalnych
oraz metrologii 2D i 3D.

e Szeroki zakres aplikacji.




Vltome|x L:
Wszechstronny tomograf o wysokiej rozdzielczos
dane techniczne V|tome|x L 300 V|tome|x L450
lampa 300 kV otwarta mikrofokus 450 kV otwarta makrofokus
opcja 180 kV otwarta nanofokus 240 kV otwarta mikrofokus
rozdzielczos¢ (voxel) od 1 um dla lampy nanofokus od 2 um dla lampy mikrofokus
Srednica probki do 500 mm do 800 mm
wysokoS¢ probki do 600 mm do 1000 mm
masa probki do 50 kg do 100 kg

e Elastyczny system pozwalajacy na zamontowanie
dwoch lamp w tomografie.

e Do inspekcji wad i analiz strukturalnych
oraz metrologii 2D i 3D.

e Osiem osi ruchomych.

e Kabina jako opcja.

e Szeroki zakres aplikacji.
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Systemy mocowania znajduja szerokie zastosowanie
W precyzyjnym pozycjonowaniu detali na wspotrzedno-
sciowych maszynach pomiarowych zaréwno dotykowych
jak i optycznych. Systemy mocowania umozliwiajg szybkie,
stabilne i powtarzalne pozycjonowanie detalu. Ich modu-
larnos¢ pozwala na odpowiednie dopasowanie uchwytu
odnosnie charakterystyki pomiarowej i geometrii mierzo-
nego detalu.

Wszystkie elementy wykonane sa z wysoce
wytrzymatego aluminium i cechuja sie:

W celu zaoferowania optymalnego rozwiazania mocowan
do detali dopasowujemy elementy do danej aplikacji lub
dostarczamy réznej wielkosci zestawy.

Modutiowe systemy mocowania:

MODULOWE
SY9STEMSE MOCOWANILA

MATRIX

Duza doktadnoscig wykonania wszystkich kompo-
nentow.

Wysoka stabilnoscig oraz wytrzymatoscia przy
matym ciezarze.

Bardzo dobrg powtarzalnoscia mocowan.

Dowolng aranzacja systemu i bibliotekg czesci CAD.
Odpornoscia na korozje (nie wymagaja konserwacii).
Kompatybilnosciag z niektéorymi powszechnie
stosowanymi systemami mocowan.

MATRIX




GEOMAGIC =
INZSNIERII ODWROTNEJ

=

:

geomagic
Program do inzynierii odwrotnej:

GEOMAGIC Studio wspomaga transformacje danych ska-
ningowych 3D i siatek trojkatow (STL) na doktadne modele
w inzynierii odwrotnej, projektowaniu produktow, rapid pro-
totyping i analizie. Zintegrowanie GEOMAGIC Studio z pro-
gramami CAD jest szybka droga do konwertowania wyni-
kéw skanowania 3D do parametrycznych modeli.

GEOMAGIC Studio zapewnia:

* Wysoka doktadno$c¢ i jako$¢ wygenerowanie powierz-
chni typu NURBS.

e Tworzenie parametrycznych modeli za pomoca auto-
matycznego rozpoznawania elementéw geometrycz-
nych.

* Automatyczne generowanie skomplikowanych powie-
rzchni (np. dziet sztuki).

* Przygotowanie danych dla drukarek 3D (funkcja Shell).

* Integracje pomiedzy skanerami tréjwymiarowymi i pro-
gramami CAD/CAM.

® Krotki czas obrébki danych.

Gléwne narzedzia w programie GEOMAGIC Studio:

e Point phase: obrobka chmur punktow.

® Polygon phase: obrébka siatek trojkatow.

e Exact Surfaces: zamiana siatki tréjkatéw na powierz-
chnie.

* Parametric Surface: parametryzacja siatki trojkatow.
i zamiana na model.

Oprogramowanie GEOMAGIC Studio jest zintegrowane
w ponad 3000 dziatach badawczych i rozwojowych
w przemysle na catym Swiecie. Zautomatyzowane pro-
cesy i fatwa obstuga pozwala na efektywna i szybka prace
w trakcie projektowania 3D.

Zapraszamy na strong internetowg producenta:
www.geomagic.com
do zaczerpniecia wiecej informacji oraz obejzenia filmow
przedstawiajacych zasade dziatania programu.

geemagicstyudio

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYCH
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ESNLG:INE-E R IING
.

Firma stata sie jednym z najbardziej innowacyjnych i dy-
namicznych producentéw mikroskopow, zatrudniajac wiele
setek pracownikéw na catym Swiecie. Specjalizuje sie
w mikroskopach technologii okularu ekranowego (bezoku-
larowych) i bezstykowych systemach pomiarowych dla
przemystu i nauki. Vision Engineering posiada $wiatowe
patenty w maksymalizacji ergonomiczno$ci pracy mikro-
skopow optycznych mono i stereo. Firma produkuje mikro-
skopy mono i stereo oraz akcesoria poprawiajace prace
systemow innych wytworcow.

Mikroskopy inspekcyjne:
Mantis - mikroskop obserwacyjny:

e tatwosc¢ obserwaciji, jaka dajg lupy z wysoka rozdziel-
czoscig mikroskopu.

e Duze pole obserwacji Mantisa zapewnia maksimum
komfortu przy jednoczesnym uzyskaniu ostrego, troj-
wymiarowego obrazu stereo.

* Duze odlegtosci pracy pozwalaja na tatwa inspekcje
i manipulacje.

* Mantis wystepuje w wersji statywowej (mocowany do
stotu), z wlasnym stolikiem lub z jezdzacym stojakiem.

* Mantis w wersji Compact pozwala na podiaczenie jed-
nego obiektywu x4 lub x6.

e Do Mantisa Elite mozna zamontowac obiektywy 4x,
6x, 8x,10x, 15x lub 20x (jednoczesnie dwa dowolne).

e Mantis w wers;ji ultrafioletowej (UV) zapewnia przej-
rzysty, powiekszony obraz stereo do inspekcji wad,
poroéw i pokryc.

Alpha - mikroskop obserwacyjny:

e Mikroskop obserwacyjny z przystawka ISIS o powigk-
szeniach 7x - 40x z mozliwoscig rozbudowy do 160x.

* Wystepuje w wersji statywowej (mocowany do stotu)

lub z wtasnym stolikiem.

Idealny do wykrywania usterek i wad.

Rézne oswietlacze.

Zamocowanie aparatu fotograficznego.

Stolik ptywajacy.

Obrotnica ukosna 360°.

Alpha wystepuje réwniez w wersji antystatycznej (ESD)

i ultra fioletowej (UV) do inspekcji wad, porow i pokryc.

Beta - mikroskop obserwacyjny:

® Tradycyjny dwuokularowy mikroskop obserwacyjny
7x - 40x z mozliwoscia rozbudowy od 3x do 160x.

e Wystepuje w wersji statywowej (mocowany do stotu)
lub z wtasnym stolikiem.

e Beta zapewnia wysoka jakos¢ obrazu dla zastosowan
przemystowych i biomedycznych.

* Opcje obejmujg rozne oswietlacze, zamocowanie apa-
ratu fotograficznego.

e Stolik ptywajacy, obrotnice ukosna 360°.

wroscomrs  VISION




VS8 - mikroskop do kontroli obwodow drukowanych

¢ VS8 jest dedykowanym stanowiskiem do inspekcji mon-
tazu powierzchniowego (SMT) ma zoom stereo do 80x.

* Ukosna obrotnica jest zmotoryzowana dla szybkich ob-

serwacji. Obroét o 360°wokot przedmiotu lub ziaczy luto-

wanych.

Stot indeksowy ma uchwyt do szybkiego mocowania

z blokowaniem osi X i Y oraz dostepny jest rowniez

z odsysaniem dyméw po lutowaniu.

e Systemy VS8 sg dostepne z gtowicag Lynx.

e Standardowe wyposazenie obejmuje obrotnice ukos-
na, ostone przeciwodblaskowa i ptywajacy uchwyt ob-
wodow drukowanych z szybkim mocowaniem.

LYNX - mikroskop obserwacyjny:

* Mikroskop obserwacyjny o powiekszeniach 7x-40x
z mozliwoscig rozbudowy do 120x.

e Wystepuje w wersji statywowej (mocowany do stotu)
lub z wlasnym stolikiem.

¢ |dealny do wykrywania usterek i wad.

® Opcje obejmuja rézne oswietlacze, zamocowanie apa-
ratu fotograficznego, stolik ptywajacy, obrotnice ukosna
360° itp.

* Lynx wystepuje réwniez w wersji antystatycznej - ESD.

Makroptic - system inspekcyjny:

Makroptic - system inspekcyjny wyposazony w cyfrowg
kamere z oprogramowaniem do dokumentacji i pomiaru
0 wysokiej rozdzielczosci, zoom x36.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

¢ System Makroptic umozliwia tatwe robienie zdje¢, ar-
chiwizacje i dokumentacje danych pomiarowych
w znakomitej jakosci.

e Zoom 36:1 pozwala na bardzo doktadny pomiar ele-
mentéw (max. powiekszenie x60 przy monitorze 177).

¢ Automatyczny i manualny fokus.

e Software posiada takie narzedzia jak: pasek do two-
rzenia komentarzy, tekstu, strzatek, znakow, oblicza-
nie wynikow pomiarow.

¢ Mozliwe wykonywanie pomiaru 2D. Pomiar od punktu
do punktu, okregow, katéw, rzutéw, pola powierzchni
i obwodu.

e Zapisywanie zdje¢ w formacie: JPG, BMP, TIFF.

¢ Opcja importu plikéw CAD, pozwala na inspekcje
z naktadkg CAD.

¢ Duze powiekszenie z wysoka stabilizacjg obrazu dla
aplikacji wymagajacych precyzyjnej inspekciji.

e Oswietlenie LED.
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Viakroptic HD - system inspekcyjny:

Makroptic HD - system inspekcyjny wyposazony w cyf-
rowg kamere z oprogramowaniem do pomiaru 2D i do-
kumentacji, wysokiej rozdzielczosci, powiekszenie x26.
System Makroptic HD umozliwia fatwe robienie zdje¢
0 wysokiej rozdzielczosci, archiwizacje i dokumentacje
danych pomiarowych.

26x zoom optyczny dajacy mozliwos¢ uzyskania powie-
kszen od 1 x do 150 x.

Stabilny statyw z precyzyjna kontrola wysokosci i stoli-
kiem zawierajacym oswietlenie od spodu.

Minimalna odlegtos¢ pracy 35 mm.

Software posiadajacy takie narzedzia jak: pasek do two-
rzenia komentarzy, tekstu, strzatek, znakdw, obliczanie
wynikow pomiarow.

Mozliwe wykonywanie pomiaru 2D.

Pomiar od punktu do punktu, okregdéw, katéw, rzutow,
pola powierzchni i obwodu.

Centralne zarzadzanie mikroskopem pozwala na fatwy
dostep do wszystkich funkciji, sterowanie kamera i tatwe
wykonywanie zdje¢ w ré6znorodnych obszarach aplikacji.
W petni regulowane ustawienia kamery z recznym i au-
tomatycznym naswietleniem oraz efektami: pole jasne
i ciemne, opcja negatywu i lustra.

Zapisywanie zdje¢ w formacie: JPG, BMP, TIFF.

Opcja importu plikow CAD, pozwala na inspekcje z na-
ktadka CAD.

Automatyczny i manualny fokus.

Eksport wynikéw do Excela.

Oznaczenie daty i godziny.

ISIS:

e Jest systemem ekranowym do stosowania jako wy-
posazenie mikroskopéw mono i stereo ISIS.

®* Montowany jest w miejscu konwencjonalnego oku-
laru, oferujac jako zalete odpoczynek oczu i dajac
38mm odlegtosci od oczu do mikroskopu.

® Pracujac mozna nosi¢ okulary lub szkta kontaktowe.

® |SIS jest stosowany do optymalizacji dziatania sys-
temow stereo i mono, mikroskopdw stereoskopowych
Zeiss, Leica, Wild, Nikon, Olympus, Meiji, Motic,
Kyowa i innych.

Mikroskopy pomiarowe:

Kestrel:

e Kestrel jest 2-osiowym mikroskopem pomiarowym
0 wysokiej rozdzielczosci.

e Doktadne i szybkie pomiary przemieszczenia osiaga
sie poprzez wydajny 3-ptytowy stolik aluminiowy o za-
kresie pomiarowym 150mm x 100mm.

e Stolik zamocowany jest przegubowo i regulowany tak,
aby zapewni¢ jak najlepsza wartos¢ krytycznego para-
metru jakim jest rownolegto$¢ gtowicy i podstawy.

e Kazdy ze stolikéw posiada wtasna fabrycznie wprowa- =
dzong korekcje bteddw nieliniowosci, aby zapewni¢ h’*'
optymalng doktadnos¢ i identyfikowalnosc.

e Optyka wysokiej jakosci i oswietlacze dajg wspaniale
przejrzysty obraz trudnych, ciemnych i skomplikowa-
nych powierzchni.

® Opcje powiekszenia: 10x, 20x, 50x.

e Kestrel dostarczany jest w komplecie z wielofunkcyj-
nym wyswietlaczem mikroprocesorowym QC200 za-
pewniajacym tatwa i przejrzysta prezentacjg zmierzo-
nych wartosci X i Y, zarbwno w formie numerycznej
jak i graficzne;.

e Wyniki mozna réwniez wydrukowa¢ poprzez roéwno-
legty port drukarkowy.

® Kestrel moze by¢ podtaczony do akcesoriow zewne-
trznych takich jak aparat fotograficzny, kamera, lub
video/CCTV.




Peregrine:

¢ Na bazie mikroskopu Kestrel powstata odmiana
Peregrine.

e Charakteryzuje sie zastosowaniem wielofunkcyjnegc
wyswietlacza mikroprocesorowego QC300 wyposazo-
nego w kamere oraz sensor krawedziowy.

* Zastosowanie tej elektroniki pozwala na dokumentacje
fotograficzng detalu bez koniecznosci stosowania do-
datkowych akcesoriéw fotograficznych.

e Dodatkowym atutem wyswietlacza QC300 jest ekran
dotykowy.

Falcon:

¢ Najnowszej generacji mikroskop pomiarowy z kamera.

¢ Mikroskop posiada dwa stoliki do wyboru: 150x100mm,
oraz 150x150mm.

® Zakres osi Z wynosi 125mm.

e Dostarczany jest z dwoma obiektywami, zapewniaja-
cymi indeksowane powiekszenie od 10x do 100x.

e Przy obiektywie 1x uzyskujemy powiekszenia 10x,
20x, 30x, 40x oraz 50x.

e Przy zastosowaniu obiektywu 2x uzyskiwane powie-
kszenia majg wartosci: 20x, 40x, 60x, 80x oraz 100x.

e Kazdy stolik posiada segmentowa korekcje btedow.

* Dla ufatwienia pracy maszyna wyposazona jest
w progresywnie sterowang zmotoryzowang os Z.

® Zmiana wartosci powiekszenia dokonywana jest po-
przez proste przekrecenie pokretta na kolumnie.

* W celu optymalizacji jakosci obrazu zastosowano
dwie przestony.

e Zastosowania elektronika QC300 zapewnia fatwag
i przejrzysta prezentacje wynikow zaréwno w formie
graficznej jak i tabelaryczne;j.

e Wyniki mogg by¢ drukowane lub wysytane do Excela.
Zastosowanie sensora krawedziowego pozwala przy-
spieszy¢ pomiary oraz zredukowa¢ wpltyw operatora
na wyniki pomiarow.

HAWK:

e Pomiary bardzo wysokiej doktadnosci i przy duzych
powiekszeniach.

®* Mozna go skonfigurowa¢ w wersji 2D (pomiary stoli-
kiem) i 3D (pomiary stolikiem i kolumna).

* Opcje powiekszenia to: 10x, 20x, 50x, 100x, 200x,
500x oraz 1000x.

e Hawk moze mie¢ nastepujace stoliki pomiarowe:
150 x 150mm, 200 x 150mm, 300 x 225mm,
400 x 300mm.

e Stoliki posiadajg fabrycznie wprowadzong korekcje
btedow.

¢ Dostepne sa systemy reczne, zmotoryzowane
i w petni automatyczne, z sensorem krawedziowym
lub bez.

e Stolik zmotoryzowany z sensorem krawedziowym
video (VED) pozwala na w petni automatyczng prace
w osiach X, Yi Z.

* Wielofunkcyjny wyswietlacz mikroprocesorowy QC200
zapewnia tatwa i przejrzysta prezentacje zmierzonych
wartosci w formie numerycznej i graficznej.

e Wyniki mozna tez wydrukowa¢ poprzez réwnolegty
port drukarkowy.

* Bardziej zaawansowane przetwarzanie danych i moz-
liwosci eksportu danych do CAD zapewnia oprogra-
mowanie geometryczne QC5000 z komputerem PC.

* Hawk moze by¢ podiaczony do akcesoriow zewne-
trznych takich jak aparat fotograficzny, kamera lub
video/CCTV.
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BATY

OPTYC2NE MAS2SNY POMIAROWE

Baty International jest swiatowym liderem w produkgciji
wspotrzednosciowych optycznych maszyn pomiarowych,
projektorow pomiarowych oraz wzorcow. Bazujac na kil-
ku dekadach doswiadczenia w pomiarach optycznych
Baty International oferuje systemy pomiarowe oparte na
kamerze od wczesnych lat osiemdziesiatych. Obecny za-
kres produktow zawiera urzadzenia do pomiaru profilu,
optyczne maszyny pomiarowe 2D oraz 3D, ktére moga
by¢ wyposazane w gtowice stykowe Renishaw.

Venture:

Optyczna, wspotrzednosciowa maszyna pomiarowa:

e Optyczna maszyna pomiarowa Venture w wersji re-
cznej lub CNC wraz z oprogramowaniem Fusion 3D
zapewnia mozliwos¢ kompletnego sprawdzenia wy-
miarow geometrycznych produkowanych detali.

e Nowe opcje takie jak skaning oraz best fit moga by¢
uzywane nawet przez niezbyt wprawnego uzytkow-
nika.

e Programowanie CNC odbywa sie przez prosta nauke
maszyny.

e Wystarczy tylko raz zmierzy¢ dany detal, a petny
program pomiarowy jest generowany automatycznie.

e Mozliwos¢ zastosowania koncowki stykowej optyma-
lizuje mozliwosci pomiarowe maszyny.

e Pomiar moze by¢ kombinacja pomiarow stykowych
i wykonywanych za pomoca optyki, co umozliwia
skrécenie czasu pomiaru.

Venture 2510 - stolik 250 x 120 x 165mm.
Venture 3030 - stolik 300 x 300 x 160mm.
Venture Plus 6464 - stolik 640 x 600 x 250mm.
Venture Plus 6494 - stolik 640 x 900 x 250mm.

e Systemy ze stolikiem recznym lub automatycznym
CNC.

e Mozliwos¢ pomiaréw w $wietle padajacym (powie-
rzchnie) i przechodzacym.

VuMaster - optyczna maszyna pomiarowa 2D:

VuMaster jest reczna optyczng maszyna pomiarowa 2D.
W urzadzeniu wykorzystywana jest nowo opatentowany
system pomiarowy ColourMap. VuMaster nie posiada
konwencjonalnych liniatéw ani koderow tylko ptywajaca,
mierzacg kamere, ktéra moze poruszacC sie wszedzie
w zakresie pomiarowym.

Maszyne Vumaster wyrézniaja nastepujace cechy:

Duzy zakres pomiarowy osi X,Y 400mm x 300mm.

Programowane oswietlenie diodami LED.

Opatentowana technologia pomiarowa.

Sensor krawedziowy umozliwiajacy zebranie kilku-

set punktow pomiarowych w ciggu dziesiatych czesci

sekundy.

® Peine zintegrowanie systemu umozliwiajace zasto-
sowanie w hali produkcyjne;.

® Generowanie rysunku mierzonej czesci wraz z jej
wymiarami.

® W standarcie mozliwos$¢ korzystania z narzedzi SPC.
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Pozycja kamery mierzacej jest zdeterminowana prze
ruchy drugiej kamery zgodnie z odczytami opatentowa:
nego systemu pomiarowego w osi X i Y. Umozliwia to
VuMasterowi osigganie duzej doktadnosci pomiarowej
(btad w catym zakresie =< 7.5um) gdziekolwiek w zakre-
sie pomiarowym (400 x 300mm X,Y) bez koniecznosci
stosowania wysokiej doktadnosci (wysokich kosztow)
mechanizméw. System pomiarowy bazuje na Windows
XP i jest oparty na stosowanym przez Baty softwarze
“Fusion”. Standardowe elementy geometryczne sg prze-
liczane z danych zbieranych przez Video sensor krawe-
dziowy. Poza tym urzadzenie zostato wyposazone w pet-
nozakresowy komplet narzedzi video z sensorem krawe-
dziowym i cyfrowym powiekszeniem. Programowany pier-
Scien sSwietlny sktada sie z wysokiej swiattosci biatych
diod LED, ktére moga by¢ kontrolowane indywidualnie.
Konwencjonalny pomiar obiektu 2D moze by¢ potaczony
ze skanowaniem profilu, ktéry moze by¢ tadowny do pliku
CAD. Wyniki sa wyswietlane graficznie i zwymiarowane,
rysunek moze byé¢ uzyskany natychmiast po pomiarze.

Projektory poziome:

e Poziomy przebieg wigzki sSwiatta.
* Przedmiot stoi na stoliku zeliwnym.
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A
CARINET STAND

Specyfikacja techniczna projektoréow poziomych:

R14 R400 R600

ekran 340mm 400mm 600mm
stolik 175 x 100mm 300 x 150mm 300 x 200mm, 450 x 200mm
opcje obiektywow 10x, 20x, 25x, 50x, 100x 10x, 20x, 25x, 50x, 100x |5x, 10x, 20x, 25x, 50x, 100x
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Projektory pionowe:

Pionowy przebieg wigzki Swiatta.

Przedmiot lezy na stoliku szklanym.
Wszystkie projektory moga mierzy¢ w Swietle
padajacym (powierzchnie) i przechodzacym.
Posiadajg katomierz cyfrowy.

Specyfikacja techniczna mikroskopéw pionowych:

SM350 SM20

ekran 340mm 500mm
stolik 175 x 75mm, 200 X 100mm 175 x 75mm, 200 x 100mm
opcje obiektywow 10x, 20x, 25x, 50x, 100x 5x, 10x, 20x, 25x, 50x, 100x

Opcje pomiarowe:

GXL - wyswietlacz x,y, oraz funkcje geometryczne,
obliczanie katow, promieni, odlegtosci, itp.
w oparciu o system Quadrachek 200.

GXL-E - jak GXL, ale z sensorem krawedziowym.
AB2-E - jak AB2, ale z sensorem krawedziowym.

AB2 - system oparty o komputer PC, umozliwia

tworzenie rysunkéw z wymiarami, zawiera
Stoliki pomiarowe, uchwyty, imadta, kty, ptyty szklane, tolerancje geometryczne, SPC, wyjscie do
szablony poréwnawcze, wzorce szklane do sprawdzania. Excel'a i DXF.

Akcesoria:
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Akcesoria pomiarowe:

Suwmiarki:

o Cyfrowe (o zakresie 150mm, 200mm i 300mm).
® Czujnikowe z wtokien szklanych 150 mm lub 6”.

Mikrometry:

¢ Analogowe metryczne (do 200mm) i calowe (do 4%).
¢ Rozdzielczos¢ 0,01mm lub 0,001mm i 0,001”.
¢ Cyfrowe do 100mm.

Srednicéwki 2 punktowe:

e Metryczne i calowe.
* Rozdzielczo$¢:
0,002mm, 0,1mm lub 0,0001”, 0,0005".
e Zakres:
22,5 - 50mm lub 7/8” - 2” (gteboko$¢ do 150mm),
50 - 150 mm lub 2” - 6” (gtebokos$¢ do 300mm),
i 150 - 600mm lub 6” - 24” (gtebokos$¢ do 450mm).

Srednicéwki 3 punktowe:

Elektroniczne zakresy 6-12, 12-20, 20-50 i 50-100mm.
Czujnikowe (z czujnikiem cyfrowym lub analogowym).
Triga bore - konstrukcja pistoletowa.

Wymienne uchwyty i koncowki.

Zakres od 6 do 200mm.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Czujniki pomiarowe:

e Analogowe -
Metryczne i calowe.
Rozdzielczo$¢ 0,001mm; 0,002mm; 0,01mm i 0,1Tmm
lub 0,0001”, 0,0005” i 0,001".
Zakres 0,8mm; 1mm; 5mm; 10mm; 12mm i 25mm
lub 0,2, 0,5 i 1"
Czujniki z trzpieniem pomiarowym z tytu.
Peten zakres akcesoriow (uchwyty, statywy itp.).
e Cyfrowe -
Rozdzielczos¢ 0,001mm (0,00005”), zakres 12,7mm (0,5%).
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Akcesoria pomiarowe:

Przyrzady czujnikowe:

e Grubosciomierze o roznych konstrukcjach i zakresie
nawet do 317mm (12,5”).

® Glebokosciomierze ze stopka 80 x 12mm o zakresie
do 200mm (8”).

* Macki wewnetrzne i zewnetrzne o zakresie do 50mm
(2”) i rozdzielczosci 0,1 mm (0,01”).

Czujniki uchylne:

Metryczne i calowe.

Rozdzielczos¢ 0,002mm i 0,17mm lub 0,0001” i 0,0005".
Zakres 0,2mm; 0,5mm i 0,8mm lub 0,008", 0,02” i 0,03".
Peten zakres akcesoriow (uchwyty, statywy itp.).

Wysokosciomierze cyfrowe:

® Z mozliwoscia trasowania. a
e Zakres 300mm lub 600mm.

Ptyty pomiarowe:

e Klasa 1.
* Wielkosé: 450 x 300mm, 600 x 450mm,
900 x 600mm i 1200 x 900 mm.

Ptytki wzorcowe:

o Klasa 1, stalowe.
e Metryczne M87 lub calowe E81. \_

Elektronika do czujnikéw indukcyjnych:

e Gagechek mozliwos¢ poditaczenia do 8 czujnikow.
e Kolorowy wyswietlacz.
e Kojarzenie sygnatéw na wejsciach, tolerancje itp.
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SREDNICOWKI

Firma zatozona w roku 1948 z centralg w Darmstadt
(Niemcy) od poczatku zajmuje sie produkcja precyzyjnych
przyrzadéw pomiarowych. Rozpoczeta od sSrednicowek
do otwordw, rozszerzajac swoje spektrum produkcyjne
o przyrzady do pomiaru Srednic zewnetrznych, sfazowan,
kot zebatych, statywy pomiarowe, czujniki, pierscienie
wzorcowe i przyrzady specjalne. Firma opiera sie na czte-
rech zasadach: jakosci produktéw, kwalifikacji pracowni-
kéw, umiejetnosciach przedstawicielstw i uczciwym par-
tnerstwie. Catos¢ produkciji realizowana jest w Niemczech.

Srednicéwki i specjalizowane
przyrzady pomiarowe:

Srednicéwki BMD - gtowice

do szybkich i bardzo doktadnych pomiaréw srednic otworéow:

seria zakres aplikacyjny zakres pomiarowy typ otworu min. odlegtos¢ od czofa
S4 2,98 - 9,0 mm 0,1 mm nieprzelotowy 1,5 mm
S6 7,0 - 20,0 mm 0,15 mm nieprzelotowy 3,0 mm
S10 15,0 - 44,0 mm 0,2 mm nieprzelotowy 3,5 mm
S10 44,0 - 270,0 mm 0,2 mm nieprzelotowy 4,0 mm
D4 2,98 -9,0 mm 0,1 mm przelotowy 6,0 mm
D6 7,0 -20,0 mm 0,15 mm przelotowy 9,0 mm
D10 15,0 - 44,0 mm 0,2 mm przelotowy 9,56 mm
D10 44,0 -70,0 mm 0,2 mm przelotowy 10,5 mm
D10 70,0 - 270,0 mm 0,2 mm przelotowy 15,0 mm
FB6 7,0-16,0 mm 0,15 mm nieprzelotowy przy dnie 0,6 mm
FB10 15,0 - 44,0 mm 0,15 mm nieprzelotowy przy dnie 1,1 mm
FB10 44,0 -70,0 mm 0,15 mm nieprzelotowy przy dnie 1,17 mm
FB10 70,0 - 150,0 mm 0,15 mm nieprzelotowy przy dnie 1,17 mm

N
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Gtowice sg samocentrujgce. Mozna do nich podtaczy¢ do-
wolny czujnik zegarowy lub cyfrowy. Koncowki wykonane
z roznych materiatéw, zaleznie od aplikacji (powtoki chromo-
we, ceramiczne, weglikowe, rubinowe, diamentowe). Zale-
znie od typu mozliwe jest zwiekszenie zakresu do 0,8 mm.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH
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METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

SReEDNICOWKI

Akcesoria:

Przedtuzki.

Uchwyty katowe.

Uchwyty pneumatyczne.

Zderzaki gtebokosciowe.

Pierscienie wzorcowe.

Gtowice do pomiarow automatycznych, wieloczujniko-
we, pod zastosowania odbiorcy od 2,25 do 300 mm.

DIATEST
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i Srednicowki peretkowe

Gtlowice sg uniwersalne, samocentrujgce. Mozna do nic
podtaczy¢ dowolny czujnik zegarowy lub cyfrowy.

Akcesoria:

Przedtuzki.
Uchwyty katowe.
Uchwyty pneumatyczne.
Zderzaki gtebokosciowe.
e Pierscienie wzorcowe.
Dostepna wersja 3-punktowa, do 150 mm.
* Gtowice do pomiaréw automatycznych, pod zasto-
sowania odbiorcy.

Gtowice do szybkich i doktadnych pomiaréw srednic otworéow:

zakres aplikacyjny koncoéwka typ otworu

0,47 - 41,10 mm chromowana przelotowy

1,50 -41,10 mm weglik przelotowy

3,70 -41,10 mm ceramika przelotowy

1,50 - 41,10 mm chromowana nieprzelotowy przy dnie

2,05-9,80 mm chromowana gteboki

2,656-9,80 mm weglik gteboki
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Srednicéowki dwupunktowe:

Koncowki wykonane z weglikow. Do srednicéwek mozna
podtaczy¢ dowolny czujnik zegarowy lub cyfrowy.

Akcesoria:

Przedtuzki

Uchwyty katowe.

Zderzaki gtebokosciowe.

Pierscienie wzorcowe.

Gtebokos¢ pomiaru nawet do 3 metrow

Do szybkich pomiaréw srednic nawet bardzo gtebokich otworow:

seria zakres aplikacyjny zakres pomiarowy typ otworu

MK5 19,5 - 34,5 mm 3 mm przelotowy

MK6 26,3 - 110, 0 mm 3 mm przelotowy

MK7 49,5 - 230,0 mm 3 mm przelotowy

MK8 78,5 - 330,0 mm 3 mm przelotowy
MK6-FB 38,5 - 1150 mm 3 mm nieprzelotowy przy dnie
MK8-FB 75,5 - 348,0 mm 3 mm nieprzelotowy przy dnie

-
F
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Srednicowki do fazek: N e
Przyrzady do pomiaru wiekszych $rednic fazek wew-
netrznych i mniejszych srednic fazek zewnetrznych:
e Zero ustawione fabrycznie.
e Nie wymagaja wzorcow ustawczych.
seria zakres aplikacyjny zakres pomiarowy fazka kat
IKT 0,5-121 mm 11,56 mm wewnetrzna 60°
IKT 0,56 - 120 mm 19 mm wewnetrzna 90°
IKT 0,5-120 mm 19 mm wewnetrzna 127°
AKT 5-121.mm 11,5 mm zewnetrzna 60°
AKT 5-120 mm 11,5 mm zewnetrzna 90°
AKT 5-120 mm 19 mm zewnetrzna 127°
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Sprawdziany umozliwiajace jednoczesna kontrole srednicy i glebokosci otworow:

SPRAWD21ANYS OTWOROW

Sprawdziany do otworé
z jednoczesnym pomiarem giebokosci:

rozmiar 2 rozmiar 3 rozmiar 4 rozmiar 5
Srednice z zakresu Srednice z zakresu Srednice z zakresu Srednice z zakresu
3,56do 6 mm 7 do 10 mm 11 do 14 mm 16 do 18 mm

Sprawdziany do otworéw gwintowanych
Z jednoczesnym pomiarem gfebokosci:

Pomiar gtebokosci z doktadnoscig do 0,05mm.
Dostepne w wersji chromowanej i z rowkiem.
Akcesoria - wzorce ustawcze.

Sprawdziany umozliwiajgce jednoczesna kontrole gwintu i gtebokosci otworow:

rozmiar 2 rozmiar 3 rozmiar 4 rozmiar 5
gtebokosc do 50 mm gtebokosc¢ do 50 mm gtebokosc do 80 mm gtebokosc¢ do 80 mm
M3,5 x 0,35 M7 x 0,75 M11 x 1 M16 x 1
M3,5x0,6 M7 x 1 M11x 1,5 M16 x 1,25
M4 x 0,5 M8 x 0,75 M12x 1 M16 x 2
M4 x0,7 M8 x 1 M12 x 1,25 M18 x 1
M4,5x 0,5 M8 x 1,25 M12x 1,5 M18x 1,5
M5 x 0,35 M9 x 0,75 M12x 1,75 M18 x 2
M5 x 0,8 M9 x 1 M14 x 1 M18x 2,5
M6 x 0,75 M9 x 1,25 M14 x 1,25 -
M6 x 1 M10x 0,75 M14x 1,5 -
- M10x 1 Mi14x 2 -
- M10 x 1,25 - -
- M10x 1.5 - -

Pomiar gtebokosci z doktadnoscia do 0,05 mm.
Dostepne w wersji chromowanej i z rowkiem.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH
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Przyrzady do pomiaru ko6t zebatych:

Przyrzady do szybkich, precyzyjnych pomiaréw wymiaru
przez kulki Mi (Ma).

Koncowki z weglikow spiekanych.
e Do stosowania z dowolnym czujnikiem zegarowym
lub cyfrowym.

kota zebate wewnetrzne kofa zebate zewnetrzne
mierzony parametr Mi Ma
zakres stosowania 3,5-333 mm 10 - 140 mm
zakres pomiarowy | 0,6 - 3 mm zaleznie od wymiaru 30 mm

Czujniki zegarowe analogowe i cyfrowe:

e Do najrézniejszych zastosowan.
e Ro&zne naciski pomiarowe.

typ rodzaj zakres pomiarowy rozdzielczos¢
MU-1m analogowy 1 mm 0,001 mm
MU-10m analogowy 10 mm 0,01 mm
F-1000 analogowy 0,7 mm 0,001 mm
MDU-125 cyfrowy 12,5 mm 0,01/0,001 mm
Analodig (ANA) analogowy i cyfrowy analogowy: 0,1 mm, cyfrowy: 0,2 mm 0,001 mm




ELEKTRONIKA POMILAROW A,
PRE&Y9R2A4ADY POMIAROWE
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Elektronika pomiarowa

DIATRON 6000:

Pamie¢ wynikow.

Pomiary statyczne i dynamiczne.
Wyswietlacz analogowy i cyfrowy.
Histogram, karty statystyczne.
Transfer danych.

DIATRON 2200:

¢ Pomiary statyczne i dynamiczne.
e \Wyswietlacz tréjkolorowy, stupkowy i cyfrowy.

Elektronika pomiarowa do réznych czujnikéw elektronicznych:

model typ kanafy
DIATRON 6000 stacjonarny 4
DIATRON 2200 kolumna 1,2 1lub 4

Przyrzady do pomiaru Srednic zewnetrznych:

Do stosowania z dowolnym czujnikiem zegarowym lub cyfrowym.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYCH

Przyrzady do szybkich, masowych pomiaréw srednic zewnetrznych:

seria zakres aplikacyjny zakres pomiarowy powtarzalnosé uwagi
AMG 5-25mm 10 mm ponizej 0,001 mm samocentrujgcy
oDV 12-82 mm 6,35 mm ponizej 0,002 mm ceramiczne koncowki

4
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rzyrzady do centrowania
a obrabiarkach (Diacator):

®* Do szybkich, masowych pomiaréw $rednic
zewnetrznych.

e Zakres centrowania: 1,5 - 120 mm dla
wewnetrznych i 5 - 110 mm dla zewnetrznych.

Przyrzady do sprawdzania
czujnikéw MPG30:

e Prosty przyrzad do manualnego sprawdzania
czujnikéw.
e Zakres ruchu: 30 mm (opcja 50 mm i 80 mm).

Przyrzady do sprawdzania
wafow korbowych:

e Do szybkiego sprawdzania duzych watéw korbowych
bez demontazu.

e Sprawdzanie btedéw dynamicznych (przy obrocie).
Odlegtos¢ powierzchni czotowych: od 45 do 500mm.

Statywy pomiarowe:
Przeksztatcaja przyrzady reczne w stanowiska pomiarowe.

Statywy pomiarowe do stosowania ze srednicowkami w pomiarach seryjnych:

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

seria zakres ruchu max. wysoko$¢ przedmiotu
MST58 33 mm 140 mm
MST102 130 mm 130 mm
KM 10 mm 25 mm
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AKCESORIA,
PIERSCIENIE, ELEKTRONIK A
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Akcesoria:

Usprawniaja przebieg pomiaru.

Uchwyty ptywajace, kompensujace do tatwego
wprowadzania srednicowek do otworéw.
Uchwyty specjalne.

Przedtuzki.

Zderzaki gtebokosciowe.

Adaptery katowe.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYCH

Pierscienie ustawcze:

Pierscienie do ustawiania srednicéwek
zgodnie z norma zaktadowa lub DIN 2250-C
od 1 do 300 mm.

Dowolne wymiary.

Diawireless:

Bezprzewodowe przesytanie danych przez
Bluetooth lub radio do PC lub Diatrona.

Radio: odlegtos¢ do 20 m w warunkach produkcyj-
nych i 200 m w wolnym terenie.

Oprogramowanie do Excela.

Bluetooth: do 7 godzin transmisji non-stop.
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Granitowe szesciany:

e Granitowe szesciany kalibracyjne o czterech
i szesciu powierzchniach dokfadnych.

PLAN®LITH

Granitowe belki pomiarowe:
® Granitowe belki pomiarowe o wymiarach
Wzorce granitowe i inne: od 500x45x90mm do 2000x80x250mm.

Granitowe ptyty pomiarowe:
®* Wymiary od 250x250mm do 2000x1000mm
w klasie 2, 1, 0, 00, 000.
Akcesoria:

* Srodki do czyszczenia i konserwagji piyt.
Wkiadki:

e Kuliste pod podstawy.
Rowki teowe.

[ ]
® Trzpienie z otworami gwintowanymi. Statywy z podstawami granitowymi:
* Nogi pod stoty, stojaki, szafki itp. Statywy z podstawami ceramicznymi:
Zeliwne ptyty pomiarowe do tuszowania: Rézne wzorce granitowe:
* Wymiary od 300x300mm do 2000x1000mm
w klasie 3, 2, 1, 0.
Ceramiczne plyty pomiarowe:
®* Wymiary od 300x225mm do 900x450mm
w klasie 00 i 000.

tawy pomiarowe zeliwne:

® Diugosc¢ do 2 metréw.
® 7 ktami o wysokosci do 300mm.
® Z podzielnicami katowymi.

tawy pomiarowe granitowe:

® Dtugosc do 3 metréw

Katowniki:

* Walce granitowe o wysokosciach
160, 250, 360 i 500mm.

* Walcowe stalowe o wysokosciach
160, 250, 360, 500, 600 i 800mm.

¢ Granitowe o dwoch powierzchniach doktadnych
o wymiarach od 200x150mm do 2000x1200mm.

® Ceramiczne o dwoch powierzchniach doktadnych
o wymiarach od 300x225mm do 600x450mm. N

® Granitowe o czterech powierzchniach doktadnych
waskie o wymiarach od 400x160x110mm
do 1650x400x250mm i szerokie 350x250x50mm
i 600x400x60mm.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Pryzmy i ptyty katowe.
* Imadta, liniaty sinusowe.
e Stoliki pomiarowe.
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Firma zatozona ponad 60 lat temu przez Augusta
Baumanna i Adolfa Kolba do dzi$ jest niezalezng firma
o rodzinnej strukturze witasnosci, produkujacej wzorce
dtugosci w Niemczech. Od poczatku istnienia skupita sie
na produkcji ptytek wzorcowych, a od 1979 roku posiada
akredytacje PTB w tym obszarze. Zakres produkcji obej-
muje rowniez wzorce do sprawdzania urzadzen wykorzy-
stujacych wspotrzednosciowa technike pomiarowa.
KOBA jest jedynym producentem oferujacym wzorce
jedno-, dwu- i trojwymiarowe do kalibracji stykowych
wspotrzednosciowych maszyn pomiarowych.

Wzorce dfugosci:

Ptytki wzorcowe wg ISO 3650:

e Stalowe: do 1000 mm, klasa: K, 0, 1 i 2, dostarcza-
ne w zestawach i pojedynczo, certyfikat, wykonania
specjalne.

e Ceramiczne: do 100 mm, klasa: K, 0, 1 i 2, dostar-
czane w zestawach i pojedynczo, certyfikat, wykona-
nia specjalne.

* Weglikowe: do 100 mm, klasa: K, 0, 1i 2, dostarcza-
ne w zestawach i pojedynczo, certyfikat, wykonania
specjalne.

Wyposazenie do plytek wzorcowych:

® Konserwacja i serwis: zestaw serwisowy, oliwka och-
ronna, kamien do usuwania skaleczen, szczypce,
ostonki termiczne, stojaki, taczniki, uchwyty.

* Akcesoria: uchwyty, szczeki pomiarowe, punkty kon-
trolne, znaczniki, podstawy, zestawy ustawcze.

METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Wzorce do kalibracji przyrzadéw pomiarowych:

Wzorce szklane: plytki interferencyjne, ptasko-réwnolegte.
Zestawy kalibracyjne: z ptytkami ceramicznymi (do suwmia-
rek i wysokosciomierzy - do 900 mm, do gtebokosciomierzy).

e Wzorce schodkowe: do sprawdzania czujnikéw optycznych,
systemow triangulacyjnych i projekcji prazkow.
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METROLOGIA WIELKOSCI GEOMETRYC2NYSCH

Wzorce dla techniki wspoétrzednosciowej:

Sprawdziany:

W20RCE DLUGOSCI I( D EA

KOBA - step i KOBA - step mini: jednowymiarowe
wzorce diugosci o ptaskich powierzchniach pomia-
rowych, réwnolegtych do siebie, diugos¢ od 210 mm
do 2020 mm (krok 10 mm lub 20 mm), wykonania
specjalne.

KOBA - check: dwuwymiarowe wzorce dtugosci ze
sferami ceramicznymi, od 230 x 230 x 24 do 620 x
620 x 24 mm.

KOBA - Q83: tréjwymiarowe wzorce ditugosci ze sfe-
rami ceramicznymi, od 300 x 300 x 300 do 600 x
600 x 600 mm.

KOBA - Ball Bar: jednowymiarowe wzorce dtugosci
o sferycznych powierzchniach pomiarowych, od 3
do 8 m.

KOBA belka kulowa: belka ze stycznie zamocowa-
nymi kulami ceramicznymi o dtugosci od 1500 do
2500 mm.

KOBA belka stozkowa: belka z prostopaditymi otwo-
rami stozkowymi o dtugosci od 1000 do 2500 mm.
KOBA optima II: do sprawdzania systemoéw fotogra-
metrycznych i teodolitéw, 2 liniaty, dtugosé 2700 mm.
wzorce kulowe: do sprawdzania systeméw fotogra-
metrycznych, triangulacyjnych i projekcji prazkow.

Ptaskie: do sprawdzania szczelin, stalowe, wegliko-
we lub ceramiczne.

Ttoczkowe i szczekowe: do sprawdzania watkow
i otwordw, stalowe, chromowane, weglikowe lub ce-
ramiczne.

Gwintowe: ttoczkowe i pierscieniowe, stalowe, chro-
mowane, do 20 mm réwniez weglikowe.

Specjalne: do wymagan klienta, stalowe, chromo-
wane, weglikowe lub ceramiczne.

Do wielowypustow: o zebach prostych lub ewol-
wentowych.




= A AN IR
MA.TERIALOWESE




\

L

i=|:h=|—®

rma Helmut FISCHER GmbH zostata zatozona w 1953
oku w niemieckim miescie Sindelfingen i od momentu jej
powstania zatozyciel firmy wraz z grupg naukowcow i in-
Zynierow z pasja oddali sie konstruowaniu systeméw do
pomiaréw grubosci powiok. Obecnie FISCHER jest nie-
kwestionowanym, swiatowym liderem w produkcji syste-
mow do pomiarow grubosci powtok opartych o metody
elekiro-magnetyczne, izotopowe, kulometryczne i rentge-
nowskie (XRF) oraz urzadzen pomiarowych do badania
wiasciwosci materiatowych i spektralnych metodg XRF.
Wysoki poziom jakosci przyrzadow firmy FISCHER jest
wynikiem wieloletnich doswiadczen w przemysle, inten-
sywnych badan oraz wspotpracy z renomowanymi par-
tnerami. FISCHER jest wiarygodnym oraz kompetentnym
partnerem zapewniajacym wiasciwg porade, sprawny
serwis oraz seminaria szkoleniowe. Obecnie przyrzady
firmy FISCHER sg stosowane z wielkim powodzeniem
w przemysle, badaniach naukowych oraz we wszystkich
obszarach inzynierskich.

BADANIANA MATERIANCLOWE

Przyrzady ze zintegrowanymi sondami:

Przyrzady serii MPO przeznaczone sg do szybkich i nie-
skomplikowanych pomiaréw. Te niedrogie i ergonomiczne
przyrzady sa doktadne i proste w obstudze, posiadajg
dwa wyswietlacze LCD dla wynikow pomiarowych. Wy-
stepuja w dwoch podstawowych wersjach DUALSCOPE
(metoda indukcji magnetycznej/pradow wirowych) dla po-
dioza magnetycznego (FE) i niemagnetycznego (NF)
- automatyczne rozpoznanie podioza oraz ISOSCOPE
(metoda wiropradowa) dla podtoza niemagnetycznego.
Przyrzady posiadaja pamie¢ do 1000 danych pomiaro-
wych oraz statystyke z serii pomiaréw (wartos¢ srednia,
minimum, maksimum, odchylenie standardowe). Przy-
stosowane sa do pracy w trudnych, przemystowych wa-
runkach (IP52).

POMILARY GRUBOSCI POWLOK

3

przyrzady przenosne

przyrzady przenosne
specjalne

przyrzady stacjonarne

Przyrzady przenosne do pomiaru grubosci powiok:

FISCHER

kulometry

=

badania materiatowe

spektrometry XRF
i

nanotwardosciomierze

model DUALSCOPE | ISOSCOPE |DUALSCOPE| DUALSCOPE | ISOSCOPE |DUALSCOPE| DUALSCOPE
MPO MPO MPOR USB_|MPOR-FP USB| MPOR USB | MPORH USB | MPORH-FP USB
poﬁ,’;’,‘i,swy NF, ISO/Fe: | ISO/NF: NF,_ ISO/Fe: 0-2000um | ISO/NF: NF,_ISO/Fe: 0-7000um
aplikacje 0-2000um. | 0-2000um. ISO/NF: 0-2000um. 0-1200um. ISO/NF: 0-2500um
metod . e
pomiaro':;/e M, E E M, E E M, E
sonda wbudowana wbudowana |na przewodzie| wbudowana |wbudowana | na przewodzie
wyjscie danych - USB

*M - metoda indukcji magnetycznej, **E - metoda pradéw wirowych

Przyrzady z wymiennymi sondami:

Przyrzady serii DELTASCOPE FMP, ISOSCOPE FMP,
DUALSCOPE FMP wyposazone sg w ztacza do podta-
czenia catej gamy réznorodnych sond pomiarowych
aplikowanych w zaleznosci od zastosowania. Wszystkie
przyrzady automatycznie rozpoznaja typ podtaczonej
sondy i korzystaja z ich parametréw kalibracyjnych bez
koniecznosci re-kalibracji miernika po jej wymianie. Elek-
tronika odznacza sie tatwos$cig obstugi - menu w jezyku
polskim. Solidna, przemystowa obudowa posiada mecha-
niczng ostong przyciskow. Duzy wyswietlacz LCD utatwia
odczyt danych. Analiza wynikéw pomiarowych moze od-
bywac sie na réznych poziomach w zalezno$ci od wersji
oprogramowania. Mozliwe jest proste dostosowanie sie
do ksztattu mierzonego przedmiotu poprzez normalizacje
- przycisk ZERO a dla bardziej skomplikowanych ksztat-
tow przedmiotéw lub mniej standardowych materiatow
podtoza kalibracja korekcyjna na jednym lub dwoch
wzorcach foliowych - przycisk CAL.
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DELTASCOPE ®FMP10/DELTASCOPE® FMP30: IS0scoPE® FMP10/1SOSCOPE® FMP30:

Metoda indukcji magnetycznej zgodnie z DIN EN Metoda pradéw wirowych zgodnie z DIN EN ISO
ISO 2178 i ASTM B499. Pomiary grubosci powtok: 2360 i ASTM B244. Pomiary grubosci powtok:

e Z metali niemagnetycznych (chrom, miedz,
cynk, powtok typu farba, lakier, emalia lub two-
rzywa sztuczne na stali lub zeliwie.

Malarskich, lakierniczych, z tworzyw sztucznych
na podtozu z niemagnetycznych metali.

® ® . Do powtok anodowych na stopach aluminium.
DUALSCOPE™ FMP20/DUALSCOPE™ FMP40: Z niektorych materiatéw przewodzacych prad
Metoda indukcji magnetycznej oraz pradéw wiro- na podtozach obojetnych elektrycznie.
wych, czyli posiadaja jednoczesnie mozliwosci przy- Cienkich, chromowych na miedzi i stopach miedzi.
rzadow serii Deltascope FMP oraz Isoscope FMP.
O wyborze metody decyduje podiaczona sonda.
Przyrzad sam rozpoznaje rodzaj materiatu podioza.

BADANIA MATERIALOWE

®I.IJ @;)JJ @ ® ®|_u @I.IJ
o o 1] w o o
oe o0 oo [ ©F [oR=
podstawowe cechy miernikow A A 8 o 8 o oo Qo
; i i L= <= B = »= 7ns ns
Z wymiennymi sondami S Sic o o 40 0
s o o (o} < <
] | 2} 2} 2 2
a a (=] o
metoda pomiarowa M* E* M* E* MYE* M*E*
pamiec kalibracyjna 1 100 1 100 1 100
pamie¢ dla wynikow 1.000 20 000 1.000 20 000 1.000 20000
ilos¢ blokow pomiarowych 1 4 000 1 4 000 1 4 000
wyniki w systemie metrycznym / calowym tak tak tak tak tak tak
kontrola granic tolerancji z dzwiekowym
L . : . - tak - tak - tak
i Swietlnym ostrzeganiem o ich przekroczeniu
podstawowe parametry statystyczne tak tak tak tak tak tak
histogram / krzywa Gaussa - tak = tak = tak
parametry: cp, cpk - tak - tak = tak
praca w trybie ciggtym tak tak tak tak tak tak
analogowa prezentacja wynikow - tak - tak - tak
ZERO - normalizacja tak tak tak tak tak tak
CAL kalibracja na 1 lub 2 wzorcach tak tak tak tak tak tak
kalibracja przez powtoke - tak - - tylko dla M*
praca w trybie macierzowym - tak - tak - tak
praca w trybie usredniania - tak - tak - tak
opcja automatycznego odrzucania wynikow
: ; C p . . - tak - tak - tak
istotnie odbiegajgcych od serii pomiarowej
programowa blokada przyciskow tak tak tak tak tak tak
port USB dla transmisji danych (wraz z przewodem) tak tak tak tak tak tak

*M - metoda indukcji magnetycznej, **E - metoda pradéw wirowych

DUALSCOPE® FMP100
palmtop jako miernik grubosci powiok:

DUALSCOPE® FMP100 jest jedynym w swoim rodzaju,
przypominajacym palmtop, przyrzadem do pomiaru gru-
bosci powltok zgodnie z metoda indukcji magnetycznej
oraz pradéw wirowych z automatycznym rozpoznaniem
rodzaju materiatu podtoza. Mozna podtaczy¢ do niego te
same sondy, ktére wykorzystuja przyrzady serii FMP10-
FMP40.

Z jednej strony, DUALSCOPE® FMP100 ma praktyczne,
bardzo mate rozmiary przyrzadu przenosnego a z drugiej
strony posiada wszystkie zalety urzadzenia opartego na
intuicyjnym i prostym oprogramowaniu pracujacym w sro-
dowisku MS Windows CE.

Dotykowy, kolorowy wyswietlacz LCD z przyciskami pro-
gramowymi czyni obstuge przyrzadu prosta i przyjemna.
Menu obstuguje sie w jezyku polskim. Mozna podtaczyé
komputer, drukarke, lub klawiature przez port USB. Nowa
cechg przyrzadu jest eksport danych w postaci raportow
PDF. Przy uzyciu powszechnie znanej w klasycznych
programach komputerowych metody "przeciagnij-upusc"”
mozna w prosty sposob tworzy¢ wiasny interfejs uzytkow-
nika oraz szablony wydrukéw / raportéw. FMP100 posia-
da bogaty i fatwy w obstudze modut analizy danych gdzie
oprocz podstawowej statystycznych dostepne sa histo-
gramy i karty kontrolne wraz z parametrami Cp, Cpk.
Pamie¢ wewnetrzna: 256Mb.
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Wymienne sondy pomiarowe:

zakres metoda

konstrukcja zastosowania pomiarowy symbol pomiarowa

Uniwersalna sonda dla
powlok galwanicznych 0-2000um| FGAB1.3
i lakierniczych.

Sonda do pomiaréw w otworach

-| dla $rednic od 9mm, oraz w rowkach. FGABI1.3-150
Maksymalna gf bnosé otworu: 0-1600um | FGABI1.3-260
150 lub 260mm.
sondy
_ISri(r_)da do pc;’wlgk galwanipzn%cfg pomiarowe
i lakierniczych. Duzy promien kon- L dla metod!
cowki pomiarowej. Przystosowana | 0-1900um| — FGA2H indukc'iy
dla powierzchni chropowatych. )
magnetycznej
Dwupunktowa sonda katowa dla (M)
powfok grubych. Wyzsza pewno$c¢
pomiarowa na powierzchniach 0-8mm FKB10

chropowatych w porownaniu
z sondami jednopunktowymi.

Dwupunktowa sonda katowa
dla bardzo grubych powtok.
Szczegdlnie popularna przy 0-30mm FK50
pomiarach napawanych powfok
ze stali austenitycznej.

Uniwersalna sonda dla powfok
typu lakier, plastik, na metalach 0-1200um| FTA3.3H
niemagnetycznych ’

oraz powtok anodowych.

BADANIANA MATERIANCLOWE

Katowa sotndg qm(ojz‘li\;viajqcah
pomiary w trudniej dostepnyci
miegcach Jjak np. otwory. 0-1200um| FAW3.3
UmoZliwia rowniez pomiary
na powierzchniach zawilgoconych.

Ze wzgledu na doskonatg ((C)/)a- sondy

tentowang) kompensaclg la pomiarowe
krzywizn szczegolnie predyspo- 0-800um FTD3.3 dla metody
nowana do pomiaréw na bardzo o
zakrzywionych powierzchniach. MZ; gw‘;"cvh
Sonda do pomiaréw w otworach (E)
dla $rednic od 9mm oraz w rowkach. | o_gooum FAI3.3 - 150
Maksymalna gtebnos$¢ otworu: FAI3.3 - 260
150 lub 260mm.
Sonda katowa dla bardzo grubych
powtok zwtaszcza z plastiku lub 0-50mm FA70
gumy. Wykorzystywana réwniez
do pomiaréw grubosci $cianek.
Sonda typu DUAL: indukcja magne-
tyczna i prady wirowe. L
Automatyczny dobor wtasciwej UL T e sondy typu
metody ze wzgledu na rodzaj podfoza. DUAL/
DUPLEX
Sonda typu DUPLEX dla jedno- (M/E)

czesnego pomiaru dwoch powtok: 0-800um FD10X
lakier/Zn na stali dla Zn od 70um.

Przyrzady przenosne - aplikacje specjalne:

PHASCOPE® PMP10:
Jest przenosnym przyrzadem, ktéry umozliwia szybki,
prosty, punktowy pomiar grubosci powtok zmodyfikowang
metoda pradéw wirowych (metoda fazowa). Przy uzyciu
odpowiedniej sondy mozliwy jest nawet pomiar bezstykowy.
Gtéwne pola zastosowan PHASCOPE®PMP10 dla
pomiaréw grubosci powtok:
® Miedzianych w otworach ptyt obwodéw drukowanych
(sonda ESL080).
® Miedzianych na powierzchniach ptaskich piyt obwo-
déw drukowanych (sonda ESD20Cu).
® Metalicznych, niemagnetycznych (np. Zn) na podiozu
magnetycznym (np. stal) o wysokiej chropowatosci -
mozliwos¢ pomiaréw bezstykowych (sonda ESD20Zn).
e Cynkowych na matych przedmiotach (sonda ESD2.4).
¢ Z niklu galwanicznego na stali (sonda ESD20Ni).
Przyrzad posiada bogaty modut analizy danych pomiaro-
wych: 100 pamieci aplikacyjnych dla 20 000 danych po-
miarowych, obliczenia parametréw statystycznych oraz
transfer danych na PC.
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PHASCOPE® PMP10 DUPLEX:

Zostat zaprojektowany dla precyzyjnych pomiarow gru-
bosci powtok typu duplex, czyli dwuwarstwowego ukia-
du sktadajacego sie ze spodniej warstwy cynkowej
i wierzchniej malarskiej lub lakierniczej na podiozu ma-
gnetycznym, czyli zwykle na stali.

Wynikiem pomiaru sg dwie wartosci grubosci uzyskiwane je
dnoczesnie dla obu powtok. Dzigki zastosowaniu nowego sy
stemu pomiarowego mozna mierzy¢ z duza precyzja powtoki
cynkowe w zakresie 0-150um, a lakiernicze 0-550um. Typo-
wa aplikacjg sa pomiary grubosci powtok na blachach karo-
serii samochodowych w zakresie 0-10pm dla Zn lub pomiary
grubo$ci powtok dla elementéw konstrukcyjnych w budownic-
twie. Przyrzad posiada bogaty modut analizy danych pomia-
rowych: 100 pamigci aplikacyjnych dla 20 000 danych pomia-
rowych, obliczenia parametrow statystycznych oraz transfer
danych na PC.

SR-SCOPE® RMP30-S:
Wykonuje pomiary grubosci powtok miedzi na powierz-
chni ptyt obwoddéw drukowanych zgodnie z norma EN
14571:2004. Przyrzad ten jest szczegdlnie przydatny
do pomiaréw na ptytach wielowarstwowych lub cien-
kich, poniewaz zastosowana metoda rezystancji ele-
ktrycznej zapewnia catkowite zredukowanie wptywu
warstwy miedzi potozonej na spodniej stronie piyty. Przy-
rzad posiada bogaty modut analizy danych pomiarowych:
100 pamieci aplikacyjnych dla 10 000 danych pomiaro-
wych, obliczenia parametrow statystycznych oraz trans-
fer danych na PC.

Uniwersalne przyrzady stacjonarne:

FISCHERSCOPE® MMs® Pc2:

Jest najnowszg generacjg systeméw wielofunkcyjnych
serii MMS. Duzy, kolorowy ekran dotykowy LCD o wyso-
kiej rozdzielczo$ci oraz praca w systemie Windows® CE
umozliwia szybka, tatwa i zunifikowana dla wszystkich
metod pomiarowych obstuge podczas pomiaréw, archiwi-
zacji oraz obrobki wynikéw. MMS® pC2 zapewnia prak-
tycznie niczym nie limitowang pamie¢ na parametry oraz
dane pomiarowe jak i mozliwosc¢ integracji z siecig kom-
puterowa lub aplikacjami online. Dostepne sg trzy sposo-
by prezentacji danych pomiarowych na ekranie tak aby
w zaleznosci od preferencji obstugi mie¢ natychmiastowy
wglad do zadanych informacji (Ilczbowy, karty kontrolnej,
granic toleranciji). FISCHERSCOPE® MMS® PC2 chroni
uzytkownika przed wykonywaniem skomplikowanych
i wyczerpujacych obliczeh matematycznych celem uzy-
skania parametrow statystycznych z zebranych danych
pomiarowych. Charakterystyki statystyczne moga by¢
wyswietlone na ekranie badz wydrukowane jako ciagi
liczb lub w formie graficznej jako histogram lub funkcja
gestosci prawdopodobienstwa. Modutowa konstrukcja
pozwala na fatwg rozbudowe systemu a wielorakosc¢ tych
modutéw pomiarowych umozliwia wielowariantowe konfi-
gurowanie przyrzadu aby sprosta¢ potrzebom uzytkow-
nika. Takie same lub inne moduty moga by¢ instalowane
w zaleznosci od zadan pomiarowych.

FISCHERSCOPE® MMS®:

Jest kompaktowym oraz bardzo wszechstronnym, wielo-
funkcyjnym systemem pomiarowym z mozliwosciami ar-
chiwizacji wynikéw oraz ich analizy. Moze by¢ wykorzys-
tany do okresowej kontroli wyrobéw jak i do nadzorowania
procesow produkcyjnych. Dostepna jest cata gama rézno-
rodnych sond pomiarowych celem dopasowania sie do
roznych ksztattéw geometrycznych oraz zakreséw pomia-
rowych. 6 réznych modutéw pozwala na wiele konfiguraciji
przyrzadu w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. Moduto-
wa budowa utatwia wykonywanie upgrade'déw przyrzadu
w dowolnym czasie gdy istnieje taka potrzeba w wyniku
zmian lub rozwoju produkcji.

Podstawowe moduty pomiarowe:

PERMASCOPE® - metoda indukcji magnetycznej oraz pra-
déw wirowych. Pomiary grubosci powtok niemagnetycznych
na podiozu magnetycznych oraz nieprzewodzacych pradu
na metalach nlemagnetycznych Badania zawartosci ferrytu.
NICKELSCOPE® - efekt Hall'a. Pomiar grubosci powtok niklo-
wych lub innych powlok magnetycznych na podiozu niemag-
netycznym (np. stopy miedzi).

SIGMASCOPE® - zmodyfikowana metoda pradéw wirowych.
Pomiary grubosci powtok: miedzi na ptaskich powierzchniach
oraz w otworach ptyt obwoddéw drukowanych, powtok cynku
na stali, niklu na stali, itd. Pomiary przewodnosci elektrycznej
stopow metali nlemagnetycznych

BETASCOPE® - metoda izotopowa Beta. Pomiary grubosci
kazdej powloki na kazdym podtozu przy zatozeniu, ze pomie-
dzy materialem powtoki a podioza wystepuje réznica co naj-
mnigj 5 liczb atomowych. Przyktadowe zastosowania: nano-
powioki, powloki na ogniwach baterii stonecznych CdTe/
szklo, w galwanizemiach: niektore powltoki pojedyncze zwia-
szcza dla metali niemagnetycznych, w lakiemiach: cienkie
powtoki organiczne na podiozu metalicznym, w przemysle
stalowym: olejowe filmy antykorozyjne, woski, powioki typu
"Bonazinc", |tp w pomiarach grubosci folii i tekstyliow.
SR-SCOPE® - metoda opornosci elektrycznej. Pomiary pow-
tok miedzianych na ptaskich powierzchniach w przypadku
uktadow W|elowarstwowych lub/i cienkich plyt obwodow
drukowang
DUPLEX® - modut ten taczy w sobie pomiary metoda indukcii
magnetycznej i pradéw wirowych. Stosowany jest do jedno-
czesnego pomiaru dwdch powtok oddzielnie: lakier na cynku
(powtoka duplex) lub cynku na stali.

BADANIA MATERIALOWE
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CULOSCOPE® cMms:

Kulometryczna metoda pomiaru grubosci powtok (metoda
niszczaca). Przyrzad posiada duzy i tatwy w odczycie wy-
swietlacz ciektokrystaliczny oraz intuicyjne i proste w ob -
studze oprogramowanie, ktore wyposazone jest w setki
predefiniowanych programow aplikacyjnych powtoka/pod-
foze, modut archiwizacji i analizy danych w tym funkcje
SPC. Przyrzad przystosowany jest do pomiaru grubosci
prawie kazdej powtoki metalicznej na metalicznym lub nie-
metalicznym podfozu. Do wyboru cztery rodzaje statywow
wiacznie ze statywem pomiarowym V18 pozwalajacym na
automatyczne napetnianie i opréznianie zbiorniczka.

CULOSCOPE®CMS STEP:

Przyrzad posiadajacy dodatkowe funkcje okreslania grubo-
Sci poszczegolnych powtok oraz roznic potencjatu elektro-
chemicznego pomiedzy pojedynczymi warstwami niklu. Wy-
soka rozdzielczos¢ pomiaru potencjatéw umozliwia okresle-
nie ich roznic pomiedzy powtoka zewnetrzng niklu mikropo-
rowatego lub spekanego a niklem btyszczacym oraz pomig-
dzy niklem btyszczacym a pot-btyszczacym (mozna réwniez
zastosowac do pomiaréw niklu z podwyzszong zawartoscig
zwigzkow siarki pomiedzy niklem btyszczacym a pot-bltysz-
czacym). Komputerowy program STEP-View umozliwia za-
pisywanie oraz wygodng analize wykreséw potencjatow.
Zarejestrowany przebieg potencjatu moze by¢ pobrany
z przyrzadu przez klikniecie przycisku myszki. Wyznaczenie
grubosci powtok oraz roznic potencjatdw elektrochemicz-
nych odbywa sie na dwéch oddzielnych wykresach. Dane
pomiarowe mozna wyeksportowa¢ do arkusza Excel, wy-
kresy mozna zapisa¢ w popularnym formacie graficznym,
a szablon raportu drukarkowego moze by¢ tatwo przystoso-
wany do potrzeb uzytkownika.

Badania materiatowe:

Pomiary zawartosci ferrytu:

FERITSCOPE® FMP30:

Z wymiennymi sondami stosownymi dla réznych aplikacji
i dziatajacy metoda indukcji magnetycznej przeznaczony
jest do szybkich, nieniszczacych oraz doktadnych pomia-
row zawartosci ferrytu w terenie lub w warunkach labora-
toryjnych. Zakres pomiarowy: od 0,1 do 80 %Fe lub od 0,1
do 110FN. Uzywane jednostki pomiarowe to zaréwno pro-
centowa zawartosc ferrytu "%Fe" jak i liczba ferrytowa “FN”.
Zastosowania w badaniach:

¢ Po spawaniu stali austenitycznych (np. instal. rurowe).

e Zwyktych stali konstrukcyjnych napawanych chromo-
wymi stalami austenitycznymi (np. zbiorniki, kotty).
o Stali typu duplex.

Ten prosty w obstudze przyrzad posiada interfejs USB dla
PC oraz drukarki. Wewnetrzna pamie¢ przewidziana jest
na 20 000 wynikow oraz 100 zbioréw aplikacyjnych. Po-
nadto dostepne sa rozbudowane opcje statystyczne oraz
graficzne.

Pomiary przewodnosci elektrycznej:

SIGMASCOPE® SMP10:

Jest przeno$nym przyrzadem, ktéry zapewnia szybkie, pro-
ste, punktowe i jesli jest taka potrzeba bezkontaktowe po-
miary przewodnosci elektrycznej metali i stopéw niemagne-
tycznych. Wymienna sonda ES40 pracuje na czestotliwos-
ciach pomiarowych: 60, 120, 240 oraz 480kHz. Celem
automatycznej kompensacji temperatury przy pomiarach
przewodnosci sonda ES40 posiada zintegrowany sensor
temperatury lub pomiary te moga by¢ wykonywane przez
opcjonalny, zewnetrzny czujnik temperaturowy. Dla pomia-
row bardzo cienkich powtok lub folii aluminiowych ok. 0,2mm

Systemy pomiarow kulometrycznych:

grubosci dostepny jest model SIGMASCOPE SMP10-HF.
Wéwczas mozna skorzysta¢ z nastepujacych czestotliwosci
pomiarowych: 60, 240 oraz 480kHz przy pomocy sondy
ES40 oraz 1,25MHz dla sondy ES40-HF.

Zastosowania:
e Pomiar przewodnosci elektrycznej podczas procesow
produkcji aluminium, miedzi, itp.
¢ Kontrola procesow obrobki cieplnej, wytrzymatos¢ oraz
twardos¢ stopdw plastycznego aluminium w przemysle
lotniczym i samochodowym.
* Kontrola przewodnosci elektrycznej elementéw alumi-
niowych przed ich anodowaniem.
* Okreslenie stopnia czystosci metali niemagnetycznych
oraz sortowanie ztomu.
Wewnetrzna pamie¢ przewidziana jest na 20 000 wyni-
kéw oraz 100 zbioréw aplikacyjnych. Ponadto dostepne
sg rozbudowane opcje statystyczne oraz graficzne.
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Spektrometry XRF - grubos¢ powftok i analizy skfadu:

Fluorescencja rentgenowska jest wydajng metodg do nie-
niszczacych pomiaréw grubosci pojedynczych i wielowar-
stwowych powtok metalicznych oraz spektralnych badan
sktadow stopéw metali. W zaleznosci od zastosowan do-
stepna jest cafa rodzina urzadzen typu X-RAY. Wszystkie
urzadzenia wykonujg pomiary zgodnie z ASTM B568,
DIN 50 987 oraz ISO 3497. Firma FISCHER produkuje
systemy pomiaru grubos$ci powtok i badan sktadu metodag
fluorescencji rentgenowskiej od ok. 25 lat. Dzieki dogte-
bnemu poznaniu zjawisk fizycznych zwiazanych z XRF

R . — g e
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® Pomiar pojedynczych powtok: Zn, Ni, Cr, Cu, Ag, Au, Sn itp.

Badanie szczelnosc
powiok anodowych ANOTEST ®yYMP 30-S:

Dziata zgodnie z metoda opisang w normie DIN EN 12 37
Celem tych badan jest kontrola szczelnosci powiok anode
wych wytwarzanych na powierzchni czesci aluminiowych
ktore to powloki sg waznym zabezpieczeniem przeciw czyn-
nikom pogodowym. Przyrzad mierzy: admitancje Y powitoki
tlenkéw aluminium w zakresie 3-300 pS. Wewnetrzna pa-
mie¢ przewidziana jest na 10 000 wynikéw oraz 100 zbiorow
aplikacyjnych. Ponadto dostepne sa rozbudowane opcje sta=
tystyczne oraz graficzne.

Testy porowatosci POROSCOPE ©® HV20(D):

Stosowany jest do wykrywania wystepowania porow lub na=
kiu¢ w obojetnej elektrycznie powtoce ochronnej naniesio=
nej na cze$ci metalowe. Wykorzystano metode wysokich™
napie¢ zgodnie z I1ISO 2746, ISO 8289 oraz DIN 28055.
Przyktadowe zastosowania:

* Wykrywania poréw w zbiornikach, kanistrach, rurach,
parownikach, podgrzewaczach, itp., pokrytych emalig
lub tworzywem sztucznym.

® Uszczelnienia budowlane.

¢ Przemyst wielkich konstrukcji metalowych.

BADANIA MATERIALOWE

oraz zastosowaniu najnowszych technologii sprzetowych
i informatycznych urzadzenia typu X-RAY firmy FISCHER
daja zalety, niespotykane nigdzie indziej, a proponowana
gama sprzetu jest obecnie najbogatsza. Unikalne opro-
gramowanie WinFTM® jest sercem tych urzadzen. Dzieki
zastosowaniu metody parametréow fundamentalnych moz-
liwe sg pomiary zaréwno grubosci powtok, sktadu stopow
jak i stezen kapieli galwanicznych bez stosowania wzorcow
kalibracyjnych az do 24 pierwiastkow.

Typowe zastosowania to:

Pomiar dwusktadnikowych powtok stopowych: SnPb, ZnNi

oraz NiP na Fe itp.

Pomiar tréjsktadnikowych powtok stopowych: AuCdCu na Ni itp.
Pomiar powtok podwdjnych: Au/Ni na Cu, Cr/Ni na Cu, Au/Ag
na Ni, Sn/Cu na CuZn, itp.

Pomiar powtok podwaojnych gdzie jedna z powtok jest stopowa:
SnPb/Ni na CuSn, Au/PdNi na CuShn, itp.

Pomiar powtok potréjnych: Cr/Ni/Cu na stali lub ABS, itp.
Powtoki wielowarstwowe az do 24 pierwiastkéw (dla wersji
WinFTM® Basic).

Badanie sktadu stopéw metalicznych, np. w probiernictwie

czy jubilerstwie.

Badanie skfadu jonéw metalicznych w kapielach galwanicznych.
Badania na zgodnos¢ z dyrektywa RoHS lub WEEE.

FISCHERSCOPE®XUL®:

Lampa rentgenowska z detektorem oraz systemem op-
tycznym z kamerg wideo umieszczone sg pod stolikiem
pomiarowym. Zatem, kierunek pomiaru jest od dotu do
gory. Rozwigzanie takie utatwia pomiary matych przed-
miotow takich jak Sruby, nakretki a zwitaszcza réznego
rodzaju elementy kontaktow i stycznikow elektrycznych
i elektronicznych. W wiekszosci przypadkéw strefa pomia-
rowa moze by¢ umieszczona bezposrednio na stoliku po-
miarowym. Dzieki temu unika sie ustawiania odlegtosci po-
miarowej, co konieczne jest przy urzadzeniach mierzacych
w kierunku z géry na dét. Przyspiesza to pomiar i pozwala
na unikniecie btedoéw podczas pozycjonowania przedmio-
tow. Firma FISCHER jest jedynym na $wiecie producentem
tego typu systemoéw pomiarowych dziatajgcych metoda
fluorescencji rentgenowskiej, ktory oferuje to (graktyczne
rozwigzanie. Wersja FISCHERSCOPE® XULM® z glowica
micro-focus przeznaczona jest dla przedmiotéw o szcze-
gdlnie matych strefach pomiarowych jak elementy ptyt ob-
wodow drukowanych, wyrobéw jubilerskich czy kontaktow.
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SCHERSCOPE ®-X-RAY XDL®:

est to seria uniwersalnych spektrometrow wykorzystuja-
ych metode XRF, ktora stanowi udana kontynuacje
FISCHERSCOPE® X-RAY XDL®-B, ktory odnidst duzy
sukces rynkowy zwtaszcza w przemysle pokry¢ galwani-
cznych. Tak jak i poprzednicy urzadzenia te sa doskonale
predysponowane do nieniszczacych pomiaréw grubosci
cienkich powtok i analiz ich sktadu, do pomiaréw przy gal-
wanicznej produkcji masowej oraz do analiz stezen kapieli
galwanicznych. Wysokie doktadnosci i rozdzielczosci ana-
lizy zapewnia zastosowany wysokiej klasy licznik propor-
cjonalny. Zakres spektralny urzadzenia to: CI(17) - U(92).
System XDL® cechuje doskonata stabilnos¢ w diugim cza-
sie, kidra oprécz innych parametréw w sposob istotny rzu-
tuje na znaczaca redukcje wszelkich czynnosci zwiazanych
z kalibracja co pozwala na zaoszczedzenie czasu. Urza-
dzenia serii XDL® przeznaczone sa do pomiaréw w dziata-
ch kontroli jakos$ci, kontroli dostaw oraz przy monitorowaniu
produkcji. Dostepne wersje:

e XDL® 210 - stata platforma oraz gtowica pomiarowa

* XDL® 220 - stata platforma oraz zmotoryzowany ruch
gtowicy pomiarowe;.

e XDL® 230 - stolik z przesuwami recznymi, zmotoryzo-
wané ruch gtowicy pomiarowe;.

e XDL® 240 - programowalne ruchy w osiach XYZ.

Seria FISCHERSCOPE®-X-RAY XDLM®- wersje z gto-
wicg micro-focus.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDVM®-p
oraz FISCHERSCOPE® X-RAY XDVM®-1-SD:

Modele tej serii wykorzystywane sg do analiz grubosci
powtok na mikrostrukturach. Dzieki opatentowanemu,
nowatorskiemu systemowi rentgenowskich zwierciadet
optycznych, urzadzenia te potrafia wytwarza¢ bardzo
mata wiazke, ktora zapewnia rzeczywistg strefe pomia-
rowa: 20 x 50um przy zachowaniu wysokiej intensy-
wnosci_ promieniowania. W przeciwienstwie do wersji
XDVM®-|1, ktora zaopatrzona jest w licznik proporcjonalny
jako detektor wersja XDVM® -u-SD wykorzystuje detektor
potprzewodnikowy (SD), ktéry nie wymaga chfodzenia
za pomoca ciektego azotu przy zachowaniu wysokiej
rozdzielczosci energii. Szczegdlnym przeznaczeniem
tego urzadzenia jest kontrola jako$ci miniaturowych ob-
wodow drukowanych, chipéw oraz kontaktéw. Umozliwia
pomiary na powierzchniach o szerokosci rzedu kilkudzie-
sieciu mikrometréw. Dzigki nowej optyce rentgenowskiej
XDVM ®-u-SD pozwala na analizy powtok (grubosc oraz
sktad) o grubosciach nano-metrycznych, czyli tam, gdzie
do tej pory konwencjonalne urzadzenia dziatajace metoda
fluorescencji rentgenowskiej zawodzity ze wzgledu na
niewystarczajaca intensywnos¢ promieniowania wtérnego.

FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®:

Spektrometr XRF z detektorem potprzewodnikowym,
w ktorym caty uktad pomiarowy i optyczny wraz z kamerg
wideo umieszczone sg pod stolikiem pomiarowym, dzieki
czemu wystarczy potozy¢ badany przedmiot na stoliku
i tatwo znalez¢ zadang strefe pomiarowa. W tych zakre-
sach cenowych urzadzenie tak wydajne i o takich mozli-
wosciach jak XAN® jest niespotykanym na rynku rozwia-
zaniem. XAN®-150 posiada wysoce czuty detektor pot-
przewodnikowy: 150eV - odznacza sie wyjatkowa po-
wtarzalnoscia i precyzjg pomiarowa, dzieki czemu dosko-
nale nadaje sie do aplikacji RoHS / WEEE oraz jest ide-
alnym rozwiazaniem w probiernictwie, XAN® -120 zostat
specjalnie zoptymalizowany do nieniszczacych badan
w jubilerstwie i wszelakim przemysle metali szlachetnych.

A
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FISCHERSCOPE®X-RAY XDA

Jest to spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do ilo
ciowych badan sktadu materiatéw oraz pomiarow grubo
Sci powtok. Ze wzgledu na szeroki zakres wykrywanych®
pierwiastkéw: od glinu do uranu, pole zastosowan XDAL®
jest bardzo szerokie. Duza komora pomiarowa, progra-
mowalny stolik XY oraz zmotoryzowany przesuw gtowicy
pomiarowej (pomiar z géry do dotu) w osi Z czyni ten sy-
stem pomiarowy bardzo przydatnym w programowalnych
pomiarach wielu czesci lub do skanowania duzych po-
wierzchni. Ze wzgledu na zastosowany detektor potprze-
wodnikowy doskonale nadaje sie zaréwno do analiz ma-
teriatowych, do badania stezen kapieli galwanicznych jak
i do pomiaréw grubos$ci powtok, a zwtaszcza tych cienkich.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV ®-SDD:

Przyrzad zostat tak skonstruowany aby sprosta¢ wyma-
gajacym testom analiz RoHS oraz WEEE. Ponadto jest
idealnie predysponowany do badania sktadu stopow ztota
lub innych stopéw szlachetnych przy powtarzalnosci po-
miarowej dla ztota na poziomie do 0,5%.. Mozna nim ba-
da¢ nie tylko sktad powtok ale réwniez ich grubosc¢. Jest
on niezastgpiony w przypadku ultra-cienkich powtok sto-
sowanych w elektronice!

¢ Perfekcyjne pozycjonowanie badanych probek.

e Zakres analizy: od glinu do uranu.

e 6 pierwotnych filtrow zapewniajacych warunki optymal-
nego wzbudzenia poprzez modyfikowanie pierwotnego
spektrum promieniowania X.

e Doskonata rozdzielczo$¢ energii badanego spekirum
dzieki zastosowaniu wysoce czutego detektora potprze-
wodnikowego: 140eV.

¢ Ekstremalnie krotki czas pomiaru dzieki wysokiemu na-
tezeniu promieni X (najwiekszy kolimator o $rednicy
3mm) oraz przetworzeniu informacji pochodzacych
z promieniowania fluorescencji rentgenowskiej w inno-
wacyjnym, cyfrowym procesorze impulsow.

¢ Analiza bardzo cienkich struktur powierzchniowych ta-
kich jak ptyty obwodéw drukowanych. Dostepne wiel-
kosci kolimatoréw: srednice od 0,1 do 3mm.

FISCHERSCOPE®X-RAY XUV®773:

XUV® 773 jest spektrometrem XRF przeznaczonych do
zaawansowanych aplikacji, a w szczegdélnosci jest predy-
sponowany do nieniszczacych pomiaréw grubosci bardzo
cienkich powtok w elektronice i przemysle potprzewodni-
kowym, badan nad wystepowaniem $ladowych ilosci pie-
rwiastkow (RoHS, WEEE) oraz analiz sktadu stopow lek-
kich lub precyzyjnych pomiaréw stopéw szlachetnych.

e Mozliwos¢ pracy w $rodowisku powietrza, helu lub
w prézni (pompa prozniowa).

e Zakres analizy: od Na(11) do U(92).

¢ Perfekcyjne pozycjonowanie badanych prébek z precy-
zyjnymi ruchami zmotoryzowanymi XYZ.

¢ 6 pierwotnych filtrow zapewniajacych warunki optymal-
nego wzbudzenia poprzez modyfikowanie pierwotnego
spektrum promieniowania X.

® Doskonata rozdzielczo$¢ energii badanego spektrum
dzieki zastosowaniu wysoce czutego detektora potprze-
wodnikowego: 140eV.

® Ekstremalnie krotki czas pomiaru dzieki wysokiemu na-
tezeniu promieni X (najwigkszy kolimator o Srednicy
3mm) oraz przetworzeniu informacji pochodzacych z pro-
mieniowania fluorescencji rentgenowskiej w innowacyj-
nym, cyfrowym procesorze impulséw.

¢ Analiza bardzo cienkich struktur powierzchniowych takich
jak ptyty obwoddéw drukowanych. Dostepne wielkosci ko-
limatoréw: srednice od 0,1 do 3mm.

BADANIA MATERIALOWE
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Nanotwardosciomierze:

Nanotwardosciomierze do pomiaru twardosci
metoda wciskania wgtebnika wg I1ISO 14577-1:

rzadzenia serii FISCHERSCOPE i PICODENTOR, zape-
whiajac szybka, niezwykle doktadna i przyjazng uzytkow-
nikowi metode pomiaru, stanowia odpowiedz na coraz
wyzsze wymagania stawiane zabiegom obrdbki cieplno-
chemicznej, kidrych rezultaty mozna dzi§ kontrolowac
I analizowac pod katem réznych parametréw. Opisana
w normie ISO 14577-1 metoda Martensa postuguje sie
wgtebnikiem Vickersa lub Berkovicha, a dzigki precyzji
uktadu rownoczesnego pomiaru gtebokosci penetracji
wgtebnikiem i przylozonego obciazenia zapewnia dokta-
dny pomiar twardosci w zakresie 0,001-120 000N/mm?2.
Czuwajace nad przebiegiem procesu oprogramowanie
WIN-HCU dostarczane jest zawsze w polskiej wersji je-
zykowe;.

Przeglad nanotwardosciomierzy:

HM2000 XYm:

e System optyczny z kamera cyfrowa do ustalenia punktu
pomiaru.

e Stolik przemieszczajacy probke spod obiektywu pod
wgtebnik i z powrotem.

e Zaawansowana gtowica pomiarowa zapewniajaca za-
kres 0,001-120 000ON/mm? i obciazenia 0,1-2000mN.

e Uktad ttumienia drgan z ptyta granitowa i podktadkami
antywibracyjnymi.

e Komputer z zainstalowanym i skonfigurowanym przez
producenta polskojezycznym programem WIN-HCU.

BADANIANA MATERIANCLOWE

HM2000 XYp:

Najchetniej wybierany model nanotwardosciomierza,
wszystkie cechy modelu XYm i dodatkowy stolik CNC
umozliwiajacy automatyczny pomiar twardosci w wielu
punktach po ustaleniu punktu poczatkowego i zdefinio-
waniu siatki.

HM2000 S:

Podstawowy model nanotwardosciomierza pozbawiony
stolika do przesuwania prébki i stolika CNC do pomiaréw
automatycznych, zaawansowana glowica pomiarowa
wiasciwa dla catej serii.

HM500:

Najbardziej zaawansowany technicznie nanotwardoscio-
mierz firmy FISCHER. Gtowica pomiarowa o zakresie
0,001-120 000N/mm? zapewniajaca obcigzenia 0,005-
500mN. Stolik do przemieszczania probki miedzy obie-
ktywami i wgtebnikiem. Stolik CNC do pomiaréw automa-
tycznych. System aktywnej wibroizolacji. Komora ograni-
czajaca zawirowania powietrza i stabilizujgca temperatu-

re pracy.

Przyktady aplikacji:

* Powfoki lakiernicze i materiaty polimerowe, np. w prze-
mysle samochodowym.

e Powtoki galwaniczne np. cienkie warstwy ztota lub gal-
waniczne pokrycia komponentdéw elektronicznych.

e Powtoki supertwarde (PVD, CVD).

e Powtoki anodowe.

¢ Implanty, np. komponenty sztucznych serc, stawow itp.

® Syntetyki na gumie, np. okreslenie wptywu promienio-
wania, albo zmiany udziatu wypeiacza.

® Badania materiatowe, np. osnowy wzmacnianych wio-
knami materiatow syntetycznych, okreslanie wtasci-
wosci metali.

® Powtoki anodowe na aluminium.
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Firma WALTER UHL to ponad 60 lat tradycji w tworze-
niu optycznych systemoéw pomiarowych, kiore potaczono
z doskonatej renomy mikrotwardosciomierzami spod zna-
ku Leica. Efektem sg znakomite urzadzenia, ktore cechu-
je nie tylko niezawodnos¢ i prostota obstugi, ale przede
wszystkim precyzja wykonania i bedaca jej skutkiem do-
ktadno$¢ pomiaru. Linia produktow zawiera urzadzenia
najprostsze, o charakterze niemal warsztatowym, wygo-
dne w uzytkowaniu twardosciomierze ze zintegrowanag
kamera oraz wyrafinowane, automatyczne systemy po-
miarowe stosowane przede wszystkim w pracach bada-
wczych.

Mikrotwardosciomierze:

Klasyczne mikrotwardosciomierze Vickersa
o zakresie obciazen juz od 1 g:

Wysokiej jakosci twardosciomierze z optyka Leica:

e Uniwersalne dzieki az 12 dostepnym obcigzeniom po-
miarowym.

* Dostepne z réznym oprzyrzadowaniem: stolikiem z sru-
bami mikrometrycznymi analogowymi lub cyfrowymi,
stolikiem zmotoryzowanym i réznymi obiektywami.

o Wagtebniki Vickersa lub Knoopa.

e Automatyczna analiza obrazu odcisku w modelach
z kamera.

BADANIA MATERIALOWE

Zestawienie mikrotwardosciomierzy:

VMHT VMHT MOT VMHT AUTO
cecha VMHT VMHT MOT I VMHT AUTO
obcigzenia 1-2000 g (12 krokéw)
Sposob obcigzenia automatyczny
wybor wgtebnika reczny zmotoryzowany
sterowanie przyciski ierérr/irr)o(lj(g%ﬁ/%yr komputer PC
progr amonlzvagie nie opcja tak
serii pomiarow
pojemnos¢ pamieci 99 9999 PC
wyjScie danych RS-232 USB, ethernet USB, ethernet
obiektywy 10x, 50x, 100x (okular 10x)




MIKROTWARDOSCIOMIER2E U I I L

W
S
0
N
4
i
W
=
Vi
2
4
Z
Vi
0
Vi
0




E I l 5 I TWARDOSCIOMIER2E

ennsL

Szwajcarska firma ERNST posiada ponad 50-letnie do
Swiadczenie w produkcji twardosciomierzy, prowadzac
przy tym prace badawcze dokumentowane licznymi, opa-
tentowanymi rozwiazaniami w zakresie konstrukcji urza-
dzen i metod pomiarowych. Aktywno$¢ na rynku miedzy-
narodowym pozwala w projektowaniu uwzglednia¢ bardzo
ré6znorodne wymagania klientéw z catego Swiata, utrzy-
mujac firme ERNST w $cistej czotéwce najlepszych pro-
ducentéw twardosciomierzy.

Twardosciomierze przenosne:

STE - wspélczesny, doktadny odpowiednik
miotka Poldy'ego:
e Przenosny przyrzad o doktadnosci poréwnywalnej ze
stacjonarnym twardosciomierzem Brinella.
e Obciazenie niezalezne od operatora.
e fatwy i szybki pomiar - jeden odcisk, jeden odczyt.
® Stosowany przy bardzo duzych czesciach; statyw
typu imadto do prébek matych.
* Rozwiazanie proste i ekonomiczne.
e Stosowany w miejscach trudnodostepnych, srednica
podstawy 28 mm.
* W potaczeniu z automatyczng gtowica skanujaca
B.0O.S.S. zapewnia szybki i powtarzalny pomiar, eli-
minujac wptyw operatora na odczyt.

BADANIA MATERIALOWE

COMPUTEST - uniwersalny twardosciomierz
przenosny o matym nacisku pomiarowym:

e Do pomiaru na réznych materiatach (metale, tworzywa
sztuczne, ...) bez koniecznosci zmiany wgtebnika.

¢ Niewrazliwy na odksztatcenie lub ugiecie probki.

¢ Dostepny z wieloma skalami twardosci oraz réznymi
podstawkami.

¢ Mate obcigzenie pomiarowe (5 kG).

e Solidny i tatwy w uzytkowaniu.

e Stosowany przy pomiarach na probkach o matej
grubosci.

® Pomiar twardosci w dowolnej pozycji gtowicy pomia-
rowe;j.

* Opcjonalny statyw do pomiaru na prébkach matych
i o ksztattach nieregularnych (kulki, kotki, profile alu-
miniowe, etc.).

e Obcigzenie niezalezne od operatora.

* W szczegdlnosci przydatny do pomiaru twardosci
uzwojen.

e Zgodny z wymogami norm DIN 50157 i ASTM B724.

DYNATEST - przenosny twardosciomierz o duzym
nacisku pomiarowym (obciazenie 100 kG):
e Porownywalny z twardo$ciomierzami stacjonarnymi.
e Pomiar niezaktécony stanem powierzchni prébki
/czesci.
e Niewrazliwy na odksztatcenie lub ugiecie probki.
® Zdolny do pomiaru w dowolnym potozeniu gtowicy.
¢ Obcigzenie pomiarowe niezalezne od operatora.
e Zalecany szczegodlnie przy pomiarze twardosci zeliw
w trudnym warunkach, np. w odlewniach.
® Do pomiaru rur o srednicy od 15 mm.
e Zgodny z wymogami normy DIN 50157.
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SATEST HANDY - do pomiaru w miejscach trudnodostepnych:

Obciazenie ustawiane w zakresie 1-10 kp, z mozliwo-
scig okreslenia maks. dla danej aplikacji obciazenia.
Zgodny z wymogami normy DIN 50158.

® Z opcjonalnym oprzyrzadowaniem do pomiaru w otwo-
rach o min. srednicy 15mm i na gtebokosci do 50mm.

Gléwne aplikacje:

® Pomiar twardosci w strefie wptywu ciepta spoiny po
spawaniu.

® Pomiar twardosci aluminium (w tym cienkich blach).

e Ztozone konstrukcje, takie jak silniki odrzutowe, skrzy-
nie biegéw, narzedzia skrawajace.

Twardosciomierze stacjonarne:

NR3D - wygodny w uzytkowaniu i wszechstronny:

e Solidny i tatwy w uzytkowaniu, nawet w trudnych wa-
runkach produkcyjnych.

® Do pomiaru twardosci réznych materiatéw, w tym two-
rzyw sztucznych.

® Zgodny z wymogami norm ISO, DIN, ASTM.

e Dostepny z dwiema, tatwo wymiennymi gtowicami po-
miarowymi Rockwella i Super Rockwella.

® Bezposredni odczyt w skali Brinella i Vickersa (z od-
powiednim wgtebnikiem i obcigzeniem).

e Stosowany w pomiarach na matych powierzchniach
(Sruby, kotki, kulki).

* W ofercie specjalne oprzyrzadowanie do pomiaru we-
wnatrz otworow.

® |dealny do nauczania studentéw szkét technicznych
pomiaru twardosci w skalach HRC, HB30 i HVW.

AT130 i AT200 - z wgtebnikiem o nowoczesnej konstrukcji:

e Specjalny prowadnik wgtebnika podazajacy za powie-
rzchnig probki zapewnia doktadnos$¢ i pewnos$¢ po-
miaru, niezaktiéconego ugieciem probki/czesci.

e Cztery dostepne statywy: konwencjonalny (N), kolum-
nowy (T), przenosny (CAR) i nascienny (MUR).

e Krotki czas pomiaru (nawet 3s).

e Bezposredni odczyt w skali Rockwella, Brinella i Vic-
kersa (z odpowiednim wgtebnikiem i obciazeniem).

® Wszechstronny, wyposazony w wymienne akcesoria.

® Dostepny z dwiema, tatwo wymiennymi gtowicami po-
miarowymi Rockwella i Super Rockwella.

® Zalecany szczegolnie do pomiaru na powierzchniach
obrabianych cieplnie.

® Umozliwia pomiar na czesciach duzych bez dodatko-
wych wspornikéw.

e Zgodny z wymogami norm ISO, DIN, ASTM.

e Z elektronikg umozliwiajaca tworzenie aplikacji, grupo-
wanie wynikdw pomiardw, ich zapamietanie i analize
statystyczne (model AT200).

ESATEST MTR - stacjonarny pomiar w miejscach
trudnodostepnych:

¢ Typowe aplikacje: otwdr, linia zeba kota zebatego,
powierzchnie o nieregularnym ksztatcie, powierzchnie
obrabiane cieplnie i chromowane.

® Bardzo szybki przebieg pomiaru.

e Dostepne obcigzenia pomiarowe od 0,2 do 10 kG
(zaleznie od modelu).

e Analiza utwardzenia warstwy obrabianej na podst.
wykresu twardosci w funkcji obcigzenia wgtebnika.

® Pomiar wewnatrz otworéw o srednicy juz od 10 mm.

® Pomiar w otworach na gtebokosci nawet do 200 mm.

e Zalecany przy pomiarze twardosci spoin.

e Zgodny z wymogami normy DIN 50158.
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TwardosSciomierze automatyczne:

AT300 - zmotoryzowane obciazanie wgtebnika i ustawia

wysokosci przestrzeni pomiarowe

Specjalny prowadnik wgtebnika podazajacy za po-
wierzchnig prébki zapewnia doktadno$¢ i pewnosc.
pomiaru, niezaktéconego ugieciem probki/czesci.
Duza podstawa do pomiaru twardosci ciezkich czesci.
Podswietlenie punktu pomiaru.

Krotki czas pomiaru (nawet 3s).

Bezposredni odczyt w skali Rockwella, Brinella i Vic-
kersa (z odpowiednim wgtebnikiem i obciazeniem).

* \Wszechstronny, wyposazony w wymienne akcesoria.
¢ Dostepny z dwiema, tatwo wymiennymi gtowicami po-

miarowymi Rockwella i Super Rockwella.

Umozliwia automatyczne wykonanie préby Jominy'ego
na 1 - 6 prébkach.

Zaawansowana elektronika z dotykowym LCD do gro-
madzenia i eksportu danych oraz sterowania urzadze-
niem.

Zgodny z wymogami norm I1SO, DIN i ASTM.

OMNITEST - automatyczny twardosciomierz uniwersalny:

Uniwersalny twardosciomierz Rockwella, Brinella
i Vickersa z automatycznym pomiarem odcisku
w uktadzie optycznym zintegrowanym z oprogramo-
waniem pomiarowym.

W nowej odstonie niewrazliwy na ugiecie prébki.
Oprogramowanie w jezyku polskim, tatwe w obstudze,
oparte na systemie Windows zainstalowanym na
wbudowanym komputerze.

e Wygodny w obstudze, duzy dotykowy ekran LCD.
e Automatyczny test w skalach Rockwella i Super

Rockwella.

¢ Opcjonalny stolik pomiarowy do proby Jominy'ego.
® tatwa i szybka wymiana wgtebnika i obiektywu bez

koniecznosci zdejmowania ostony.

Precyzyjna, automatyczna gtowica rewolwerowa
z wgtebnikiem i obiektywem do pozycjonowania
wgtebnika, wykonania odcisku i jego automatycznego
pomiaru.

Zgodny z wymogami norm DIN, ISO, BS i ASTM.

Twardosciomierze integrowane z liniami produkcyjnymi:

TWIN - szybki pomiar twardosci czesci o réznej wysokosci:

Zakres ruchu pionowego wgtebnika 45mm.

Pomiar w skalach Rockwella i Super Rockwella przy
pomocy jednej gtowicy.

Automatyczne ustawianie obcigzenia pomiarowego.
Pomiar na czesciach duzych bez dodatkowych wspor-
nikow.

Mozliwosé pomiaru na duzych czesciach dzieki szyb-
kiemu demontazowi stolika.

Specjalny prowadnik wgtebnika podazajacy za po-
wierzchnig prébki zapewnia doktadnos¢ i pewnosc
pomiaru, niezaktdconego ugieciem prébki/czesci.
Zmotoryzowane obcigzanie wgtebnika i ustawianie
wysokosci przestrzeni pomiarowej.

Krotki czas pomiaru (nawet 3s).

® Bezposredni pomiar w skali Rockwella, Brinella i Vic-

kersa (z odpowiednim obcigzeniem i wgtebnikiem).

e Zalecany w liniach do pomiaru twardosci.
* Unikatowe zabezpieczenie operatora przed obraze-

niami.
Zgodny z wymogami norm ISO, DIN i ASTM.

BADANIA MATERIALOWE
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BRE-AUT - zalecany przy duzej liczbie pomiaréw:

Bardzo szybki pomiar (85% kroétszy niz w klasycznym
twardosciomierzu Brinella).

Do pomiaru na nieréwnolegtej powierzchni dzieki u-
chylnej gtowicy pomiarowej.

Ruch roboczy gtowicy pomiarowej od 100 do 800 mm.
Opcjonalny, automatyczny, optyczny system pomiaru
Srednicy odcisku (B.O.S.S.).

Mozliwos¢ wbudowania w linie produkcyjne wg doku-
mentacji klienta.

Unikatowe zabezpieczenie operatora przed obraze-
niami.

Wspotpraca z systemami przygotowania powierzchni
do pomiaru (frezarka lub szlifierka) z mozliwoscia usta-
wienia gtebokosci wybrania materiatu.

Opcjonalna instalacja na specjalnych konstrukcjach
nosnych (promieniowych lub portalowych) do pomiaru
twardosci duzych czesci.

Certyfikat zgodnosci CE; opcjonalna certyfikacja SIT
lub réownowazna. s

BADANIANA MATERIANCLOWE

Specjalne linie pomiaru twardosci:
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Specjalne linie pomiaru twardosci:

Analiza gftebokosci utwardzenia po obrobce

cieplno-chemicznej:

HTD900 analiza warstw o grubosci do 1,3mm:

o Krotki czas pomiaru, do 30s.
e Badanie nieniszczace (umozliwia 100% kontrole twar-

dosci po obrébce).

Oparty na opatentowanej metodzie (ESATEST), ofe-
rujacej ciagtos¢ zbierania danych niezaleznie od ugie-
cia prébki.

Nowoczesny algorytm oznaczania gtebokosci utwar-
dzenia na podstawie krzywej reprezentujacej pozycje
wgtebnika w funkcji obcigzenia.

Stosowany przy grubosci warstwy od 0,05 do
1,0-1,3mm w zaleznosci od twardosci rdzenia.

¢ Nacisk pomiarowy do 900 kp.
¢ Statyw do pomiaru na duzych czesciach.

Woagtebnik diamentowy o zywotnosci 2500-3000 testow,
zaleznej od rodzaju badanego materiatu i stosowanego
obcigzenia.

Wygodny w uzytkowaniu, duzy, dotykowy ekran LCD
z interfejsem w jezyku polskim.

HTD4000 analiza warstw o grubosci do 2,8 mm:

e Pomiar gtebokosci utwardzenia po obrébce cieplnej.
o Krotki czasu pomiaru, do 1 min.
e Badanie nieniszczace (umozliwia 100% kontrole twar-

dosci po obrébce).

Nowoczesny algorytm oznaczania gtebokosci utwar-
dzenia na podstawie krzywej reprezentujgcej pozycje
wgtebnika w funkcji obciazenia.

Stosowany przy grubosci warstwy od 0,4 do 2,8 mm
w zaleznosci od twardosci rdzenia.

Duzy nacisk pomiarowy do 4000 kp.

Stabilna konstrukcja umozliwiajaca pomiar na duzych
czesciach.

Wagtebnik weglikowy o duzej zywotnosci testow, zalez-
nej od rodzaju badanego materiatu i stosowanego ob-
cigzenia.

Wygodny w uzytkowaniu, duzy dotykowy ekran LCD
z interfejsem w jezyku polskim.

BADANIA MATERIALOWE
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Hildebrand

onstrukiorzy w firmie Hildebrand stanowig wasko
Wyspecjalizowana grupe inzynieréw, skupiajaca sie je-
dynie na twardosciomierzach do gumy i tworzyw sztucz-
nych. Poza prostymi modelami przenosnymi istnieja u-
rzadzenia automatyczne, wyposazone w oprogramowa-
nie pomiarowe do gromadzenia wynikéw pomiaru i ich
statystycznej analizy. Uzupetnieniem oferty jest gama
przyrzadow pomocniczych, takich jak gestosciomierze
czy grubosciomierze do folii i gumy, spetniajgce wymogi
konkretnych norm.

Twardosciomierze do tworzyw
sztucznych i gumy:

Pomiar twardosci metoda Shore'a:
Przyrzady przenosne z opcja instalacji na statywie:
e Sprawdzanie twardosci gumy o grubosci od 6mm (lub
pakietu 3 prébek o grubosci 2mm kazda).
® Doktadno$c¢ 0,5 punktu skali Shore'a.
® Manualne i zautomatyzowane statywy dla zapewnie-
nia zgodnosci z wymogami norm DIN, ISO i ASTM.

Zestawienie twardosciomierzy Shore'a:

wleczona, statyw

opadania wgtebnika

cecha HD3000 HD3000L 0S20S00 0S3
dostepne typy,
metody pomiaru A D, C B DO, 0 A D A D, C, B DO 0 A D, C, B, Do, 0
zakres pomiaru 0 - 100 jednostek 0-100 zaleznie od przyrzadu zaleznie od przyrzadu
doktadnosc 0,5 jednostki 0,5 jednostki zaleznie od przyrzadu zaleznie od przyrzadu
ustawiam:e - - - 1 - 99 sekundy, nastawny
czasu pomiaru
obcigzenie 0,184 kG 0,193 kG dostosowane dostosowane
pomiarowe (masa przyrzadu) (masa przyrzadu) | do wybranej normy do wybranej normy
dfugosc (wys. prébki (wys. probki
Kkorcowki 2zt e do 180 mm) do 180 mm)
. obcigzniki dla obcigzniki dla
raz6wk trzy konicowki zapewnienia zgod- zapewnienia zgod-
opcje W EHOGi z wgtebnikami, nosci z normami, nosci z normami,
wleczona, wskazoéwka ttumik zapewniajacy ttumik zapewniajacy
statyw statg predkosé statg predko$é

opadania wgtebnika
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Pomiar twardosci metodg IR
(International Rubber Hardness Degree)

Podstawowe zalety metody IRHD
¢ Automatyzacja pomiaru.
e Brak wptywu operatora na wynik.
® Powtarzalny i doktadny pomiar twardosci surowcow
i produktéw o matej grubosci (zal. grubos¢é min. 1mm).

Charakterystyka twardosciomierza:

e Metoda zgodna z wymogami norm DIN ISO 48, ISO
48, ASTM D 1415 i DIN 53505.

* Rozdzielczos¢: 0,1 IRHD.

* Maksymalna wysoko$¢ prébki: 90 mm.

e Pomiar zautomatyzowany, sterowany z poziomu opro-
gramowania pracujgcego w $rodowisku MS-Windows.

e Rozpoznawanie typu wgtebnika zainstalowanego w gto-
wicy uniemozliwiajace omytkowy wybér metody.

¢ Dwie gtowice pomiarowe dla skali IRHD i opcjonalna
dla skali IRHD MICRO.

¢ Graficzna prezentacja wyniku i analiza statystyczna.

* Generowanie raportow i autodiagnostyka systemu.

BADANIA MATERIALOWE

Dostepne metody pomiaru:

metoda minimalna grubo$c¢ probki zakres twardoSci probki
IRHD N 8 mm 30-85IRHD N
IRHD L 10 mm 10-35 IRHD L
IRHD H 8 mm 85-100 IRHD H
IRHD MICRO 1 mm 30-100 MICRO-IRHD

Przyrzady pomocnicze:

Przenosny twardosciomierz IRHD: Przyrzad do centrowania O-ringow:
e Dla probek o twardosci 30-100 IRHD. e Kompatybilny z gtowicg IRHD MICRO.
® Rozdzielczos¢ 2 IRHD. ® Automatyczne centrowanie i pomiar twardosci usz-
¢ Kontrola twardosci wg ISO 7619. czelnien o $rednicy w zakresie 0,8 - 8 mm.

* Dostepny ze stolikiem 84 x 128 mm lub 160 x 208 mm.
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Przyrzady pomocnicze:

Przyrzad do pomiaru grubosci gumy:

e Pomiar grubosci gumy wg ISO 23529.

* Maksymalna wysokos$¢ probki ok. 90mm.
Zakres czujnika 0 - 12,5mm.

Rozdzielczos¢ 0,001 mm.

Dwie znormalizowane koncéwki pomiarowe
dla prébek o réznej twardosci.

Przyrzad do pomiaru grubosci folii:

* Pomiar grubosci folii wg 1ISO 4593.

e Zakres pomiaru: 1,8mm.

e Rozdzielczos¢ 0,0002mm.

e Znormalizowana koncéwka pomiarowa.

Gestosciomierz H-300 S:

o tatwy i doktadny pomiar gestosci na podstawie pra-
wa Archimedesa.

® Do pomiaru gestosci ciat statych, w tym o gestosci

wzglednej mniejszej niz 1 g/cm’.

Dla probek o masie 0,01-300 g.

Rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,001 g/cm’

Pomiar objetosci prébki.

Kompensacja temperatury stosowanej w pomiarze

cieczy.

® QOstona przeciw zawirowaniom powietrza w zestawie
(brak na zdjeciu).

®* Opcjonalny zestaw do pomiaru gestosci cieczy.
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Ponad 30 lat doSwiadczen w pomiarach sity i momentu sity!

Zatozona w 1977 roku firma Mecmesin Ltd jest dzis cze
sto postrzegana jako lider w technice pomiaru sity i mo-
mentu sity w dziatach projektowych i na produkcji. Marka
firmy Mecmesin kojarzona jest z doskonatymi, niezawo-
dnymi urzadzeniami, gwarantujacymi doktadnos¢ wyni-
kow pomiaru. Kontrolerzy jakosci, projektanci oraz inzy-
nierowie na produkciji jak i w laboratoriach na catym swie-
cie polegajg na systemach firmy Mecmesin w wielu, nie-
mal niezliczonych aplikacjach.

Dynamometry i czujniki do pomiaru sity
w kierunku rozciggania i Sciskania:

Trzy kroki do wyboru wtasciwego dynamometru:

e Dobrac¢ doktadnos¢ do wymagan aplikaciji.

e Wybraé¢ czujnik o mozliwie najwiekszym zakresie
pomiarowym, spetniajacy warunek dokfadnosci.

e Uwzgledni¢ funkcje elektroniczne, w tym pamiec
wynikow, sterowanie statywem i inne.

BADANIA MATERIANLOWE

Zestawienie dynamometrow:

cecha AFG BFG CFG*
doktadnosc (% zakresu pomiarowego) 0,10 0,25 0,50
wersje - zakres pomiarowy
25N ° = =
5N . — _
10N ° °

25N . = =
50N ° ° °
100 N © - -
200 N = o o
250 N o = =
500 N ° ° °
1000 N ° . _
2500 N ° ° =
sterowanie statywem MultiTest-d ° - -
mozliwo$c¢ instalacji na statywie ° ° °
wspotpraca z PLC ° - —
pamiec skrajnych obcigzen ° o ©
pamiec pierwszej wartosci szczytowej . — _
pojemnos$¢ pamieci 500 wynikéw — —
alarm i granice tolerancji o — -
wyjscie danych . . °
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Zewnetrzne przetworniki sity i momentu:

Wyboér doktadnych przetwornikéw wspétpracujacych
z wyswietlaczem AFTI i czujnikiem AFG:

e Jednostki sity i momentu.

® Pamie¢ wynikéw, wartosci skrajnych i szczytowe;j.
® Transmisja danych i wspotpraca z oprogramowaniem
Emperor Lite (wykres on-line).

Przetworniki sity:

modele Junior S gwint wys. Himm) | szer. W(mm) | df. L(mm)
1N, 2,5N, 5N, 10N, 25N,
50N, 100N, 250N i 500N LGOS 2 d i
dokfadnosc: +0,25% zakresu pomiarowego
modele S gwint wys. Himm) | szer. W(mm) | df. L(mm)
100N, 200N i 500N M6x1 64 13 51
1000N M10x1,5 64 13 51
2500N, 5000 N i 10 kN M12x1,75 76 25 51
25kN M16x2 89 38 64
doktadnos$c: +0,25% zakresu pomiarowego
modele cylindryczne* gwint wys. H(mm) Srednica @ (mm)
50kN i 100 kN M36x3 120 70

doktadnosc: +0,25% zakresu pomiarowego; * tylko jeden kierunek dziatania (okreslic w zaméwieniu)

modele guzikowe @ D1(mm) @ D2(mm) H1(mm) H2(mm)
100N, 250N, 500N 25 5 8 1
1000N, 2500N, 5000N,10kN 31 8 10 1
20kN i 50kN 38 11 16 2
doktadno$c: +1% zakresu pomiarowego
miniaturowe modele guzikowe @ D1(mm) @ D2(mm) H1(mm) H2(mm)
50N, 100N, 250N, 500N, 19 3 6 1

1000N i 5000N

doktadno$c: +1% zakresu pomiarowego
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Przetworniki momentu statycznego:

>

-

modele ST zigcze wys. Himm) | szer. W(mm)| gt. D(mm)
15Nm i 60Nm 3/8” 32 80 90
100Nm i 150Nm 1/2” 38 80 90
doktadno$c¢: +0,5% zakresu pomiarowego
modele TW ztgcze dt.L(mm) wys.H(mm) masa(g)
15Nm 3/8” 280 25 800
60Nm 3/8” 859 25 950
150Nm 1/2” 508 25 1200
doktadnosc: +0,5% zakresu pomiarowego
modele H ztgcze dt.L(mm) Srednica @ masa(g)
10mNm, 50mNm, 3h7* weiskane
100mNm zeriskie fitd) e e
00mNm i 1 Ni At 124 22 280
500mNm i 1 Nm hex zeriskie
doktadnosc +0,5% zakresu pomiarowego * ze $rubg dociskowa, ** ze sprezyng blokujacq
modele TS ztgcze dt.L(mm) Srednica @ masa(g)
3/8” kwadra-
1,5Nm, 3Nm, 6Nm, 10Nm towe meskie 143 43 660
3-szczekowe
doktadnosc: +0,5% zakresu pomiarowego

Przetworniki momentu dynamicznego:

lpredkosc 1)

modele FAST ztgcze | dt. L1 at. L2 at. L3 szer. W max
(mm) | (mm) (mm) (mm) | (obr./min.)

2Nm, 6Nm, 15Nm 1/4” 70 16 10 40 1000
2Nm, 6Nm, 15Nm (29 mm 70 28 28 40 5000
60Nm 3/8” 70 24 13 50 1000
60Nm g14mm| 70 28 28 50 5000
150Nm 1/2” 70 35 19 50 1000
150Nm g19mm| 70 55 55 50 5000

BADANIA MATERIALOWE
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tatywy do pomiaru sity:

ama zmotoryzowanych statywow, od prostych,

po zaawansowane systemy laboratoryjne:

e Zakres pomiarowy od 2,5 N do 50 kN.
e Sterowanie reczne, z panelu lub programowe.

/Vf\ POMIAR SicY | MOMENTU Sikd

samodzielnych statywow stosowanych na produkcji

\V/ [ —{ml\V) [ ——] [\ \

® Bogaty wybér oprzyrzadowania.
F

Zestawienie statywow:

BADANIANA MATERIANCLOWE

cecha MultiTest-i I MultiTest-xt

MultiTest-d

doktadnosc

0,10 (do 2500 N)

0,10 (do 2500 N)

i jego analiza

(% zakresu pomiarowego) 0,20 (do 50 kN)
1,0 kN
o 1,0 kN
je - 7 5,0 kN )
wersje - zakres pomiarowy 10 kN 2.5 kN
25 kN
50 kN
500 mm (2,5 kN)
675 mm (5 kN)
przestrzen pomiarowa 1000 mm (1 kN) 500 mm
1140 mm (25 i 50 kN)
1180 mm (10 kN)
cyfrowe sterowanie predkoscig . °
swobodne programowanie ° —
ruchéw statywu (zaleznie od wersji)
graficzny obraz testu . opgja

wymienne czujniki sity

alarm i granice tolerancji

wyjscie danych
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Przyrzady do pomiaru momentu sity:

Proste i zaawansowane przyrzady do sprawdzania
momentu oraz do analizy przebiegu odkrecania
i zakrecania opakowan:

e Zakres pomiarowy od 0,3 do 10 Nm.

e Moment sity zadawany recznie lub przy pomocy
zmotoryzowanego stolika.

* Oprzyrzadowanie do badania produktéw o réznym

ksztatcie i gabarycie.
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Zestawienie przyrzadow:
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cecha Orbis Tornado Vortex-d Vortex-i
doktadnos$¢ % zakresu pomiarowego 0,5 0,5 0,5 0,5
0,3 Nm
Vil 1,5 Nm 1.5 Nm
wersje - zakres pomiarowy 6 Nm KO N[ 6,0 Nm 30 Nm
6,0 Nm ¢
10 Nm 10 Nm 6,0 Nm
10 Nm
Srednica opakowan 5-190 mm 5-190 mm 5-190 mm 5-190 mm
stolik zmotoryzowany - - . °
programowanie ruchow stolika — — — o
rejestracja momentu na wykresie opcja opcja opcja U
pojemnos$¢ pamieci - 500 500 PC

alarm i granice tolerancji

wyjScie danych




Oprogramowanie pomiarowe Emperor:

* Sterowanie systemami MultiTest-i oraz Vortex-i. = Tworzenie wtasnych procedur pomiarowych

* Polska wersja jezykowa. krok po kroku:

Programowanie i komputerowy nadzér nad e Biblioteka procedur od producenta.

przebiegiem testu: * Kreator wiasnych procedur (zmiany kierunku ruchu,
® Zaawansowane funkcje chronione hastem. predkosci i innnych).

e Petle do testow cyklicznych.

Komunikacja z uzytkownikiem:

* Instrukcje dla uzytkownika.

e Informacje o przebiegu procedury.

* Zmiana parametréw procedury po jej uruchomieniu.
Zbieranie danych pomiarowych:

® (Czestos¢ probkowania zalezna od prébki.

¢ Kompensacja odksztatcenia maszyny i czujnika.
Zaawansowane funkcje analizy wykresu:

* Naktadanie wykresow.

* Automatyczne wskazanie wyniku na wykresie.

* Automatyczne skalowanie.

e Rozpoznawanie charakterystycznych punktéw.
Automatyczne obliczanie wynikéw pomiaru:

* Wiasna lista wynikéw.

* Granice toleranciji.

¢ Srednia, odchylenie standardowe, minimum, maksimum.
Generowanie raportu pomiarowego:

¢ Automatyczny transfer wynikow do estetycznego raportu.
e Wydruk surowych danych, wynikéw lub wykresu.

¢ Eksportowanie wynikéw i danych do arkusza kalkulacyjnego.

BADANIA MATERIALOWE

Polska wersja jezykowa.

ST : Przyjazny iterfejs.
[l ||

Automatyczne obliczanie wynikow.

< Definiowanie wynikéw i procedury
przez uzytkownika.

g Dymafn e

I sesimm [ woun | ovn
= T Kolorystyczna informacja o potozeniu
— < — wzgledem pola tolerandiji.

Odczyt aktualnych parametréw statywu.

Automatyczne wskazanie wyniku na wykresie

Opis PUNKTU na wykresie.

Analiza wielu wykreséw na diagramie.

Automatyczne wskazanie punktu
przetaczenia wigcznika elekirycznego.
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programowanie pomiarowe Emperor LITE
gromadzenie i analiza danych
Z przyrzadow pomiarowych:

Wersja LITE oprogramowania Emperor zachowuje funkcje
obrazowania przebiegu préby na wykresie juz podczas jej
trwania, analizy wykresu po zakonczeniu testu, automa-
tycznego obliczania wynikow zdefiniowanych przez uzy-
tkownika oraz generowania raportéw pomiarowych. Od
petnej wersji Emperor odréznia je jedynie brak mozliwosci
sterowania urzadzeniami pomiarowymi.

Wspotpraca z urzadzeniami:

MultiTest-d
MultiTest-x
AFG i AFTI
BFG
Vortex-d
Tornado
Orbis

BADANIANA MATERIANCLOWE

Przyktady aplikacji:

Przyktady aplikacji w przemysle opakowan:

me e

wytrzymato$c¢ butelki
na Sciskanie (topload)

otwieranie opakowar
metalowych

otwieranie opakowar
do zywnosci

odrywanie tasmy z rolki

zamykanie opakowan
kosmetykow

testowanie dozownikéw

kompresja saszetek

odkrecanie butelek
z zabezpieczeniem
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Przyktady aplikacji w przemysle medycznym:

moment ustawiania

aplikatora twardosc tabletek odrywanie blistrow podtgczanie strzykawek

BADANIA MATERIANLOWE

Przyktady aplikacji w przemysle elektronicznym:

sita przetgczania sifa lub moment odrywanie i $cinanie zrywanie ztgczy
stanu przetgcznika przetgczenia dzwigni elementéw PCB crimp

Przyktady aplikacji w przemysle tekstylnym:

odrywanie aplikacji i guzikow wytrzymato$c tkanin
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ood Technology Corporation (FTC) zostata zatozona
w 1966 r. przez doktora Kramera, od ktérego nazwiska
wywodzi sie charakterystyczny n6z stosowany w badaniu
zywnosci. Naukowa atmosfera panujaca w firmie sprzyja-
ta pracom na wieloma zréznicowanymi liniami teksturo-
metrow, facznie z optycznymi systemami inspekcyjnymi
stosowanymi przy analizie produktéw z jabtek czy pomi-
dorow. Wspotczesne systemy pomiarowe sa bardzo za-
awansowane. Jedne z nich pozwalajg na sprawdzenie
jedrnosci groszku w terenie, inne doskonale odnajduja sie
w laboratoriach rozwojowych i na uczelniach wyzszych
przy pracach o charakterze naukowym.

Teksturometry i tenderometry do okreslania
wilasciwosci reologicznych zywnosci:

Charakterystyka przyrzadéow do pomiaru tekstury:

e Szeroki zakres zastosowan przy badaniu réznych
grup zywnosci dzieki wymiennym gtowicom pomiaro-
wym i bogatej ofercie oprzyrzadowania.

e Pomiar zujnosci, kruchosci, famliwosci, twardosci,
jedrnosci i innych parametrow charakteryzujacych
Zywnosc.

* Poziom automatyzacji zalezny od potrzeb uzytkownika

e Zasilana akumulatorowo wersja przenosna do badan
terenowych.

BADANIANA MATERIANCLOWE

Zestawienie teksturometrow:

cecha TMS PRO TMS Console TU TU12
. 300 jednostek 300 jednostek
RS DAL 2 s tenderometrycznych tenderometrycznych
przemieszczenie gtowicy 300mm 300mm 150mm 150mm
predko$¢ testu 1-500 mm/min 1-500 mm/min stata stata
) swobodne, 30 procedur Jeden przycisk Jeden przycisk
sterowanie w oprogramowaniu definiowanych uruchamiajgcy test wg | uruchamiajgcy test wg
2 Z panelu ustawien fabrycznych | ustawien fabrycznych

sita maksymalna,

zalezne od procedury sita maksymalna sita maksymalna

dostepne parametry 5 ; sita w punkcie wartosci| ;
pomiarowej szczytowsj, sita Srednia i praca pod krzywa i praca pod krzywa
pamigé zalezna od wynik wynik wynik
pojemnosci dysku ostatniej proby ostatniej proby ostatniej proby
zasilanie 220V sieciowe 220V sieciowe 220V sieciowe ST

(12V) lub sieciowe
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Przyktady aplikacji w sektorze miesnym:

wielopunktowa
Jjednorodnos$c¢ twardo$c charakterystyka analiza struktury
parowek kawatkéw migsa zelatyny miesa mielonego
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Przykiady aplikacji w sektorze nabiatowym:

struktura serkow przecinanie sera tekstura serow Jjednorodnos¢
z czgstkami zoftego plesniowych Jjogurtéw

BADANIANA MATERIANCLOWE

Przyktady aplikacji w sektorze owocowo-warzywnym:

-~

1

odpornosc . o ocena dojrzatosci
ziemniakow jednqrodnosc dlzemow warzyw i owocow struktu’ra
na $ciskanie i przetworow (test jedrnosci) bananéw

-

Przyktady aplikacji w sektorze wypiekow i stodyczy:

b

=
- _.*-.-_

twardosé tamliwo$c tekstura przebijalnosc¢
pieczywa ciast ciast czekoladek
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Od 1990 roku firma Hegewald & Peschke GmbH projek-
tuje nowe i rozwija juz posiadane systemy pomiarowe, do-
starczajac wysokiej jakosci maszyny wytrzymatosciowe
i systemy do badania wytrzymatosci mebli, specjalistyczne
oprzyrzadowanie do nich oraz wiasne oprogramowanie
o duzych mozliwosciach kontrolno-obliczeniowych. Swia-
dectwem pewnosci oferowanych rozwigzan jest funkcjonu-
jacy w firmie Hegewald & Peschke system ISO 9001, zgo-
dnos¢ z ISO 17025 oraz trwata wspdtpraca z niemieckim
laboratorium kalibracyjnym DKD (Deutscher Kalibrierdienst
German), w zakresie pomiaru dtugosci i sity.

Kompaktowe maszyny wytrzymatlosciowe
INSPEKT TABLE:

Procedura doboru maszyny wytrzymatosciowej:

e Obliczy¢ zakres pomiaru uwzgledniajac wytrzymatosé
i przekroj probek - wybra¢ czujnik lub zestaw czujnikow.

¢ Obliczy¢ wymagang wysoko$¢ przestrzeni pomiarowej
na podstawie dtugosci probek i wydtuzenia - wybrac
rame maszyny wytrzymatosciowe;.

e Okreslic zakres temperatur w jakich badana bedzie
probka.

e \Wskaza¢ parametry stanowigce istote pomiaru (np.
wytrzymato$é Rm i granica Re).

BADANIA MATERIALOWE

Zestawienie maszyn typu INSPEKT TABLE:

model INSPEKT TABLE
zakres pomiarowy [kN] 5 I 10 I 20 50 100 250

predko$¢ przesuwu gtowicy [mm/min] 0,01 - 2000 0,01 - 200/800 0,01 - 400 0,01-175
rozdzielczo$c przesuwu gtowicy [um] 0,01

dostepne gtowice pomiarowe [N] 20 - 250.000

odlegtos¢ miedzy kolumnami [mm] 420 420/510 510
wysoko$¢ przestrzeni pomiarowej [mm] 1100

opcjonalna komora termiczna o o . .
i ekstensometr

sterowanie manualne lub programowe ° ° ° o

Podstawowe oprzyrzadowanie maszyn wytrzymatosciowych -uchwyty:

talerze do Sciskania uchwyty do rozciggania tawy do zginania
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INSPEKT:

MAS2YNY WIHTR2YMALOSCIOWE

Stacjonarne maszyny wytrzymatosciowe

Seria maszyn o sztywnej konstrukcji przeznaczonych do
pracy w warunkach produkcyjnych i pod duzym obcigze-
niem. Dostepne w wersji elektromechanicznej lub hydra-

ulicznej (500 i 1000 kN).

Zestawienie maszyn typu INSPEKT:

HsP

model

INSPEKT

zakres pomiarowy [KN]

100

150

200

250 300

400

600

1000

predkos$¢ przesuwu
gfowicy [mm/min]

0,01-1000

0,005-500

0,005-600

0,002-4500,001-250

0,001-250

0,001-200

0,001-200

rozdzielczo$c przesuwu
gfowicy [um]

0,020

0,015

0,015

0,010 0,010

0,005

0,003

0,003

dostepne gfowice
pomiarowe [N]

20-1.000.000

odlegto$¢ miedzy
kolumnami [mm]

610

750

850

wysokos¢ przestrzeni
pomiarowej [mm]

1100

1320

opcjonalna komora
termiczna i ekstensometr

sterowanie manualne
lub programowe

Dodatkowe oprzyrzadowanie maszyn wytrzymatosciowych:

komory termiczne i piece (do 1200°C)

ekstensometry

osfony




Oprogramowanie pomiarowe LABMASTER

wyswietlacze parametrow maszyny

graficzna prezentacja proby
| wskazanie wynikow

strukturalna baza przeprowadzonych testow

—— szeroki wybor wynikow pomiaru

obliczenia statystyczne

panel sterujgcy

I I I MAS2YNY WHTR2Y9MALOSCIOWE

e Praca w $rodowisku MS-Windows.
* Dwa sposoby definiowania testu:
- wybor jednego z trzech predefiniowanych testow
standardowych (rozcigganie, Sciskanie, zginanie)
i jego parametryzacja
- swobodne programowanie wtasnej listy Krokow
e Graficzna analiza przebiegu testu X-Y, z funkcja two-
rzenia histerezy, wyswietlaniem do 4 sygnatéw pomia-
rowych na jednym diagramie, w tym sygnatu urzadze-
nia zewnetrznego podiagczonego do kontrolera maszy-
ny, np. temperatury w komorze termiczne;j.
e Bogata baza wyznaczanych parametrow wytrzymato-
$ciowych oraz modut definiowania wtasnych wynikow.
¢ Automatyczne wskazanie wyniku pomiaru na wykresie
e Rozbudowane funkcje statystyczne, grupowanie testow
w strukturze katalogowe;j.
e Automatyczny zapis wynikéw w bazie danych.
e Generowanie raportu z mozliwoscia ingerencji uzytkow-
nika w ukfad wydruku i zakres umieszczanych informacji.

BADANIA MATERIALOWE

Chciazenie k]

A

Definiowanie i przebieg proby wytrzymatosciowej:

Praca w srodowisku MS-Windows.

Wielu uzytkownikéw o roznym poziomie uprawnien.
Dwa sposoby definiowania testu:

- wybor testu standardowego

- swobodne programowanie krok po kroku przez uzytkownika
Podstawowe typy testow:

- Sciskanie

- rozcigganie

- zginanie

- odrywanie

- cykle pomiarowe i inne

Wykres naprezenia, sity, odksztatcenia.
Automatyczny zapis wynikow w bazie danych.
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Wspotpraca z urzadzeniami pomiarowymi:

\Wspotpraca z maszynami Inspekt oraz z innymi urza-
dzeniami po modernizacji.

Automatyczne rozpoznawanie czujnikéw pomiarowych.
Wykres dla sygnatu z urzadzenia zewnetrznego np.
komory termiczne;.

Sterowanie maszyna na podstawie sygnatu zewnetrz-
nego.

Wyniki pomiaru i generowanie raportu:

Bogata baza automatycznie wyznaczanych parametrow
wytrzymatosciowych (E, Rm, Rp, n, riinne).
Definiowanie wtasnych wynikéw i jednostek pomiaro-
wych.

Automatyczne wskazanie wyniku pomiaru na wykresie.
Korekcja sztywnosci podnoszaca doktadno$¢ pomiaru.
Importowanie i eksportowanie danych.

Rozbudowana statystyka, grupowanie testow w struk-
turze katalogowe;j.

Generator raportéw z funkcjg edycji uktadu i zawartosci.

Opcje dodatkowe:

Pomoc serwisowa on-line.

Integracja oprogramowania z innymi przyrzadami fun-
kcjonujacymi w laboratorium.

Opcjonalny zapis video przebiegu préby.

Modyfikacja oprogramowania wedtug zalecen klienta:
- definiowanie wynikow wg wskazanej normy

- dodatkowe moduty obliczeniowe

- dodatkowe funkcje programowe
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Badania wytrzymatosciowe mebli:

Uniwersalne stanowiska do badania mebli:

sterowane komputerowo badanie krzeset, testowanie mebli przy pomocy
stotéw, ram i mebli tapicerowanych sitownikow i sterownika PLC

BADANIA MATERIALOWE

Specjalne stanowiska do badania mebli:

analiza wytrzymatosci i odksztatcen krzeset | kompleksowe badanie materacy |

N o#

|

test swobodnego zrzucania (drop test) | cykliczne badanie wytrzymatosci oparcia
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ANALYTICAL INSTRUMENTS GROUP

irma GNR Srl zostata zatozona w 1984r w Mediolanie.
Jeszcze w tym samym roku GNR przejeto firme OPTICA Srl,
kiora byta jedna z najbardziej znanych, europejskich marek
W dziedzinie urzadzen analitycznych. W 2004r. GNR kupito
firme ITAL STRUCTURES Srl z Riva del Garda, ktéra to
firma od 1966r zajmuje sie rentgenowska aparaturg ana-
lityezng. GNR jest jednym z wiodacych producentéw spe-
ktrometrow emisji optycznej (OES) ze wzbudzeniem iskro-
wym dla analiz skfadu stopéw metali oraz dyfraktometréw
rentgenowskich (XDR) oraz analizatoréw dziatajacych me-
toda odbicia catkowitego fluorescencji rentgenowskiej
(TXRF). Siedziba firmy miesci sie aktualnie w Agrate
Conturbia (Lago Maggiore), a oddziat aparatury rentge-
nowskiej w Riva del Garda (Trento).

Spektrometry iskrowe OES:

® Optyczna spektrometria emisyjna (OES) jest techni-
ka referencyjng dla analizy pierwiastkowej metali
i ich stopow w stanie statym.

e Dzieki precyzji tej metody oraz krotkiemu czasowi a-
nalizy jest ona cennym narzedziem dla kontroli jakosci
we wszelkich gateziach przemystu zwiazanych z me-
talurgia (huty, zaktady obrobki cieplno-chemicznej,
przemyst mechaniczny).

e OES umozliwia szybka i prosta analize materiatéw
przewodzacych prad bedacych w stanie statym.

® Analizy OES cechuje wysoka dokladnos$¢ i pewnosé
pomiarowa.

e Przygotowanie probek do analiz OES nie jest praco-
chtonne.

® Technika analityczna OES daje mozliwos¢ analizy
prawie wszystkich pierwiastkow nalezacych do ukia-
du okresowego.

* Metoda OES zadowala wszelakie, rézne potrzeby
przemystu metalowego takie jak: kontrola procesu,
kontrola jako$ci, kontrola dostaw lub identyfikacja
materiatowa.

SOLARIS CCD PLUS:

Dzieki kompaktowym wymiarom, wysokiej jakosci kom-
ponentéw, z ktdrych zostat zbudowany, jest idealnym ro-
zwiazaniem dla wielu przeznaczen: laboratorium, biuro,
magazyn, produkcja itd. Wykorzystanie prozniowej ko-
mory dla optyki pomiarowej umozliwia efektywng detek-
cje lekkich pierwiastkéw jak np. wegiel, a przy odpowied-
niej konfiguracji nawet tlen i azot. Solaris CCD Plus za-
pewnia precyzyjne oznaczanie sktadu dla stopéw metali-
cznych na osnowach: zelaza, miedzi, aluminium, cynku,
niklu, kobaltu, tytanu, ofowiu, cyny, magnezu itd.

BADANIANA MATERIANCLOWE

Prézniowy uktad optyczny:
* Wielosegmentowy system detekcji CCD o wysokiej
rozdzielczosci z maksymalnie 16 segmentami CCD
w zaleznosci od aplikacji.
e Zakres spektralny: 130 - 900nm.
® Holograficzna siatka dyfrakcyjna wysokiej jaskrawosci.
e Ogniskowa 500mm.

Zrédto iskry:
e Sterowanie w petni automatyczne.
® Parametry wzbudzenia konfigurowane i sterowane
wg linii wzbudzenia i programow analitycznych.
e Zrodto iskry o zmiennych parametrach czestotliwo-
Sciowych.
e Wygodny i otwarty stolik iskrzen.
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Oprogramowanie:

Oprogramowanie MLab pracujace w Srodowisku
Windows jest przyjazne w obstudze.

Uzytkownik moze w petni korzystac¢ ze wszystkich
funkcji spektrometru takich jak np.:

Analizy.

Automatyczna standaryzacja.
Drukowanie i zarzadzanie certyfikatami.
Okreslanie oraz identyfikacja stopéw zgodnie z mie-
dzynarodowymi normami (ISO, EN, UNI, ASTM, DIN):
e Praca w sieci oraz zdalne sterowanie.
¢ Autodiagnostyka.

¢ Analizy statystyczne w tym SPC.

Wersja SOLARIS CCD NF przeznaczona jest dla stopow
metali kolorowych gdzie nie zachodzi koniecznos¢ ozna-
czania pierwiastkéw lekkich jak np. wegiel, tlen czy azot.
Woéwczas to nie ma potrzeby umieszczania ukfadu op-
tycznego w komorze prézniowej.

ESAPORT:

Mobilny spektrometr ESAPORT jest optycznym, emisyj-
nym spektrometrem iskrowym przeznaczonym do réwno-
czesnej, wielokanatowej analizy pierwiastkow w statych
probkach metalowych. Moze pracowac w trzech trybach:
analizy, sortowania (dobry/zty) i identyfikacji. Jezeli prob-
ka jest dobrze przygotowana, a operator uzywa trybu pra-
cy w ostonie argonu, to wyniki sa poréwnywalne z wyni-
kami uzyskiwanymi przy uzyciu urzadzen laboratoryjnych.
Zestaw ten umozliwia réwniez oznaczenie zawartosci we-

gla co jest absolutnie niezbedne przy badaniach stopow
zelaza.
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Uktad optyczny:

o Wielo-segmentowy system detekcji CCD
o wysokiej rozdzielczosci.
* Holograficzna siatka o wysokiej jaskrawosci.
e Pole widmowe 190 na 410nm.
e Komora optyczna zabezpieczona przed
dostepem Swiatta i kurzu.

Zrédto iskry: Oprogramowanie:
o Stato-pradowe zrodto tuku: 35V / do 5A. e Opcja sortowania materiatow.
e Parametrami iskry mozna tatwo sterowac e Okreslanie oraz identyfikacja stopow zgodnie
i zmienia¢ przy uzyciu oprogramowania. z miedzynarodowymi normami
e Generator wykorzystuje technike HEPS (ISO, EN, UNI, ASTM, DIN ).
(High Energy Pre Spark iskra wstepna * Analizy jakosciowe.
o duzej energii) do 500Hz. ® Obliczenia statystyczne.

e Wydruk w réznych jezykach.
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ATLANTIS:

ATLANTIS jest optycznym, wielo-detektorowym, sterowa-
nym komputerowo iskrowym spektrometrem emisyjnym
nadajacym sie zaréwno do analiz sladowych zawartosci
pierwiastkow w stopach (progi detekcji nawet ponizej
1 ppm) jak i do standardowych zadarn analitycznych.
Podstawowym system detekcji sa uktady fotopowielaczy
(PMT), ktére oprocz oznaczania klasycznych pierwiastkow
stopowych zapewniaja precyzyjne oznaczenia lekkich
pierwiastkow takich jak np.:tlen czy azot. Celem nadania
wiekszej elastycznosci mozna rozbudowaé caly system
analizy o wielosegmentowe uktady CCD.

Uktad optyczny:

® Uchwyt optyczny Paschen Rounge.

e Ogniskowa 750 mm.

* Holograficzna siatka o wysokiej jaskrawosci.

® Pole widmowe od 120 do 800 nm, w zaleznosci od
programu analitycznego.

® Potgczenie uktadu detekcji o wysokiej czutosci PMT
(fotopowielacze) z najnowszymi detektorami pot-
przewodnikowymi (CCD).

* Wybor detektora zalezy od zadanego programu
analitycznego i konfiguracji.

e Detektory sg instalowane w jednym lub kilku
uktadach optycznych w zaleznosci od konfiguraciji.

* Uktady optyczne umieszczone sg w komorze
prézniowe;.
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Zrédto iskry:
e Sterowanie w petni automatycznie
® Parametry wzbudzenia konfigurowane i sterowane wg
linii wzbudzenia i programow analitycznych.
® Zrodto iskry o zmiennych parametrach czestotliwosciowych.
e Wygodny i otwarty stolik iskrzen.

Oprogramowanie:

Oprogramowanie MLab pracujace w srodowisku Windows
jest przyjazne w obstudze. Uzytkownik moze w petni ko-
rzysta¢ ze wszystkich funkcji spektrometru takich jak np.:

Analizy.

Automatyczna standaryzacja.

Drukowanie i zarzadzanie certyfikatami.

Okreslanie i identyfikacja stopow zgodnie z miedzy-
narodowymi normami (ISO, EN, UNI, ASTM, DIN).
e Praca w sieci oraz zdalne sterowanie.

e Autodiagnostyka.

e Analizy statystyczne w tym SPC. [\
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NARESED&IA SKRAWAJACE

Szwajcarska firma Fraisa powstata 1934 roku. Obecnie
jako Swiatowy lider w przemysle produkcji narzedzi skra-
wajacych ustanowita najwyzsze standardy dla swoich
produktow. Tylko najlepsze narzedzia sa wystarczajgco
dobre. W katalogach, ktére oddajemy Panstwu do dyspo-
zycji znajduja sie wszelkie parametry obrébkowe dla na-
rzedzi produkowanych przez firme Fraisa. Dane sg ciggle
poszerzane i uzupetniane obejmujac nowe materiaty oraz
ciagty rozwoj w technologiach obrobki skrawaniem.

Narzedzia skrawajace:

Katalog narzedzi weglikowych:

Katalog narzedzi weglikowych obejmuje
asortyment ponad 700 produktéw. Po-
srod nich znajdziemy narzedzia do ob -
rébki:
e Stali
Stali zahartowanych.
Stali nierdzewnych.
Specjalnych gatunkow stali
NC11, NC11LV.
Aluminium, miedzi.
Grafitu
Tytanu
Mikrofrezy o wysiegach do 20xD.

Katalog narzedzi petnoweglikowych:

Nowy katalog narzedzi petnowegliko-
wych szwajcarskiej firmy Fraisa S.A.
zawiera teraz peten asortyment produ-
ktow z trzech grup wydajnosciowych:

* X-Generation

e Base-X

e Favora

e HSS

System klasyfikacyjny przeszedt grun-
towng przebudowe, aby dostosowac go
do potrzeb klienta. Klasyfikacja opiera
sie na wyborze narzedzi wg wymiarow
geometrycznych, pola aplikacji i wyboru
grupy narzedzi wedle oczekiwanej wy-
dajnosci.

Narzedzia sktadane:

Firma Fraisa wyszia naprzeciw zapo-
trzebowaniu swoich klientow i wprowa-
dzita na rynek narzedzia sktadane, fa-
czace wszystkie zalety narzedzi wegli-
kowych o duzych $rednicach, takich jak
wydajnos¢, trwatos¢, bez ich gtéwnej
wady - ceny. Dzieki unikatowej geometrii
ptytek firmy Fraisa, dysponujac jedng
glowica mozemy przy zmianie plytek
obrabia¢ stale narzedziowe zahartowa-
ne, ulepszone cieplnie, nierdzewne oraz
zaroodporne. Tak oto w praktyce wygla-
da sita innowacji firmy Fraisa, majaca
na celu obnizenie kosztow produkcji.

High-performance
end mill tools 2010/11
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NARSEDEIA SKRAWAJACE

Katalog gwintownikow:

W katalogu nasi klienci znajda petna

game gwintownikéw M, MF, MJ, G/Rp,
Rc, BSW, W, UN, NPT/NPTSM, Pg, EG
do gwintowania w kazdym obecnie sto-
sowanym w przemysle materiale. Nie-
wazne, czy chodzi o stale zahartowane
60HRC, stopy Inconel, stale zaroodpor-
ne czy aluminium. Przy pomocy innowa-
cyjnych i opatentowanych rozwiazan fir-
my Fraisa kazdy gwint uda sie wykonac
szybko i co najwazniejsze, bezpiecznie.

Katalog wiertet:

Katalog zawiera wiele nowosci. Wiertta
o0 podwyzszonej wydajnosci XDrill. No-
woscig sg réwniez wiertta do gtebokich
wiercen - do 30xD. Nie zabrakto réwniez
podstawowego asortymentu wiertet do
wiercen w stalach zahartowanych, nie-
rdzewnych oraz wiertet stopniowych.

Sprawdziany do otworow:

Firma Fraisa oferuje réwniez wysokiej
jakosci sprawdziany do otworéw, wat-
kow jak rowniez sprawdziany gwintowe.
Wykonujemy rowniez sprawdziany na
specjalne zamowienia klientow. Wszys-
tkie sprawdziany sa certyfikowane.
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Kalimat A/C/E - zautomatyzowane
ustawianie narzedzi:

Obszary zastosowania:

Zakresy pomiarowe:
X=-50 - 1030 mm; Z= 400 - 1400 mm.

Budowa:

Zakresy pomiarowe: |
X=-50 - 530 mm; Z= 400 - 600 mm 'u

Budowa: =

SYSTEMY MOCOW.ANILA I( l C H
| USTAWLANLA NARZ2ED2I

K-LCH

irma Kelch zostata zatozona w roku 1942 w mies$cie
Leonberg w okolicach Stuttgartu. Obecna siedzibg firmy
jest miejscowos¢é Weinstadt, w ktorej Kelch produkuje
ustawiacze narzedziowe, oprawki oraz systemy do ter-
mokurczliwego mocowania narzedzi metoda indukcyjna.

Pomiar narzedzi w Swietle przechodzacym
i odbitym.

Zarzadzanie baza narzedzi.
Zautomatyzowany pomiar

narzedzi sktadanych.

Pomiar frezéw ksztattowych.

Transmisja danych pomiarowych

do obrabiarek CNC.

Korpus Zeliwny, zebrowany.
Liniaty Heidenhain.
Podwojnie prowadnice w kazdej osi.

Kalitec A - zautomatyzowany pomiar
i termomocowanie:

Obszary zastosowania:

Pomiar narzedzi w $wietle przechodzacym i odbitym.
Zarzadzanie bazg narzedzi.

Zautomatyzowany pomiar narzedzi sktadanych.
Pomiar frezéw ksztattowych.
Zautomatyzowane mocowanie narzedzi
w oprawach termokurczliwych.
Transmisja danych pomiarowych

do obrabiarek CNC.

Korpus zeliwny, zebrowany
Liniaty Heidenhain.
Podwajnie prowadnice

w kazdej osi.

Chtodzenie wodne

w obiegu zamknietym.
Cewka indukcyjna 14kW.
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Kalimat A/K - pomiar narzedz
duzych Srednic:

Obszary zastosowania:

e Pomiar narzedzi w sSwietle przecho-
dzacym i odbitym.

® Zarzadzanie baza narzedzi.

* Zautomatyzowany pomiar narzedzi
wieloostrzowych.

* Ergonomiczne stanowisko pracy.

* Transmisja danych pomiarowych
do obrabiarek CNC.

Zakresy pomiarowe:
2= 600 - 1000 mm.

-

OBROBKA SKRAWANIEM

Budowa:

Korpus zeliwny, zebrowany.

Liniaty Heidenhain.

Podwdjnie prowadnice w kazdej osi.
Pionowy uktad mocowania narzedzi.

e o o o

Kalimat A/MR - zrobotyzowany
pomiar i wymiana narzedzi:

Obszary zastosowania:

* Pomiar narzedzi w Swietle przecho-
dzacym i odbitym.

® Zarzadzanie baza narzedzi.

® Zautomatyzowany pomiar narzedzi
wieloostrzowych.

* Zrobotyzowane uzbrojenie narzedzi.

¢ Transmisja danych pomiarowych
do obrabiarek CNC.

Zakresy pomiarowe:
X=-50 - 1030 mm; Z= 400 - 1400 mm

Budowa:

* Korpus zeliwny, zebrowany.
Liniaty Heidenhain.
* Podwdjnie prowadnice w kazdej osi.
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chwyty narzedziowe, oprawki
narzedziowe PSK, HSK, SK, BT:

\W ofercie posiadamy szeroka game oprawek narzedzio-
wych wiodacych firm niemeckich, w atrakcyjnych cenach.

e HSKtypuA,C E,FiT
SKwg DIN 2080 oraz wg DIN 69871.
e BTwg JIS.

Dodatkowo wykonujemy uchwyty specjalne wg potrzeb

i rysunku klienta.

Nasze oprawki sg wywazone wg I1SO 1940, jednakze na
zyczenie klienta mozemy dostarczy¢ uchwyty wywazone
w wyzszej klasie niz definiowana przez norme.

-

OBROBKA SKRAWANIEM

Systemy termokurczliwe i-tec
oraz oprawki do mocowania
termokurczliwego:

Systemy termokurczliwe naleza do najprostszychinajpew-
niejszych rozwigzan mocowania narzedzi w zastosowa-
niach produkcyjnych jak i narzedziowych.

Oprawki nie posiadajg elementow asymetrycznych oraz
ruchomych (doskonate wywazenie w obrobce HSM), po-
siadaja site zamocowania narzedzi wieksza od oprawek
hydraulicznych i sa od nich kilkukrotnie tansze.

PURNKT SPTRILM
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Pomiary wytrzymatosciowe:
Pomiary sily i badania wytrzymatosciowe:

Korzystajac z doswiadczenia witasnego i wsparcia firm
Mecmesin oraz Hegewald & Peschke, swiadczymy
ustugi w zakresie:

e Badan wytrzymatosciowych tworzyw sztucznych
(Fmax < 10 kN).

* Pomiaru sity i odksztatcen podczas Sciskania i roz-
ciggania.

® Sprawdzania wytrzymatosci potaczen klejonych,
zgrzewanych i innych.

¢ Badania przebiegu obciazenia podczas otwierania
i zamykania opakowan.

e Pomiaru charakterystyki sprezyn.

¢ Pomiaru twardosci pianek polimerowych.

* Pomiaru wytrzymatosci materiatow tekstylnych i oz-
dobnych aplikacji.

Swiadczymy ustugi w wielu innych aplikacjach wymaga-
jacych jednoczesnej rejestracji sity i przemieszczenia
z duzg doktadnoscia. Wynik pomiaru przedstawiany jest
w postaci raportu. Posiadamy mozliwos¢ sfilmowania
przebiegu badania. Opracowujemy - po konsultacji z kli-
entem - sposob jego przeprowadzenia, facznie z projek-
tem oprzyrzadowania stuzgcego zamocowaniu czesci
badz prébki.

Osoba kontaktowa w sprawie pomiaréw sity

i badan wytrzymatosciowych:
/
f

>

Damian Smierzchalski
tel: +48 501 456 709
e-mail: ds@ita-polska.com.pl

\

\——#
Pomiary mikroskopami Vision:

¢ Pomiary optyczne geometrii detali.

* Pomiary 2D.

* Mozliwosc archiwizacji fotograficznej detali.

* Wyniki pomiaréw reprezentowane w formie raportu.
tekstowego i dokumentacji fotograficznej.

SERWIS, SE2KOULENIA

Pomiary wspotrzednosciowe:
Pomiary wspoétrzednosciowe maszyna stykowa:

e Pomiary odchytek potozenia i ksztattu.
® Pomiary z wykorzystaniem modelu CAD.
e Raport graficzny i tekstowy z wykonanych pomiarow.

Pomiary chropowatosci i konturu:

Pomiary chropowatosci i konturu z wykorzystaniem kon-
turografu oraz profilometru firmy Hommel-Etamic potwier-
dzone raportami pomiarowymi.

Osoba kontaktowa w sprawie pomiaréw
wspotrzednosciowych, chropowatosci, konturu
i pomiarow mikroskopowych:

Dariusz Brzozowski
tel. +48 510 144 200
e-mail: db@ita-polska.com.pl

=

USLUGI SERWIS, S2KOULENIA
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badania chropowatosci
pomiar btedéw ksztattu
przyrzady pomiarowe

Hommel Etamic Opticline

wspotrzednosciowe maszyny pomiarowe
maszyny pomiarowe

tomografy rentgenowskie

modulowe systemy mocowania

program inzynierii odwrotnej
mikroskopy

optyczne maszyny pomiarowe

srednicowki
sprawdziany otworow
przyrzady pomiarowe, czujniki zegarowe

elektronika pomiarowa, przyrzady pomiarowe

przyrzady centrujace, kontrolne, statywy pomiarowe

akcesoria, pierscienie, elektronika

wzorce granitowe i inne

wzorce ditugosci

pomiary grubosci powiok
mikrotwardosciomierze
twardosciomierze
twardosciomierze

pomiary sity i momentu sity
badanie tekstury zywnosci
maszyny wytrzymatosciowe

spektrometry iskrowe

narzedzia skrawajace

systemy mocowania i ustawiania narzedzi

ustugi, serwis, szkolenia



PRODUKTOW

przyrzady do pomiaru chropowatos$ci powierzchni

przyrzady do pomiaru btedoéw ksztattu

specjalizowane przyrzady pomiarowe

optyczne pomiary geometrii elementéw obrotowo symetrycznych
Leitz Micra

Leitz Reference

Leitz PMM-F

Leitz PMM-C

Leitz PMM-C Infinity

Leitz PMM-G

Leitz Sirio

Sheffield Discovery DIII

oprogramowanie PC-DMIS

Nanotom

V|Tome|x s
V|Tome(x L
y’
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[ £ 1P
modutowe rozwigzania
powtarzalne pozycjonowanie
obrébka chmur punktéw
obrobka siatki trojkatow
tworzenie powierzchni swobodnych
parametryzacja
mikroskopy inspekcyjne
mikroskopy pomiarowe
Venture
vuMaster, optyczna maszyna pomiarowa 2D
projektory poziome
projektory pionowe
akcesoria pomiarowe
Srednicowki i spci'alizowane przyrzady pomiarowe
Srednicéwki peretkowe
Srednicéwki dwupunktowe
$rednicowki do fazek
sprawdziany do otworéw z jednoczesnym pomiarem gtebokosci
sprawdziany do otworéw gwintowanych z jednoczesnym pomiarem gtebokosci
przyrzady do pomiaru két zebatych
czujniki zegarowe analogowe i cyfrowe
elektronika pomiarowa
przyrzady do pomiaru $rednic zewnetrznych
przyrzady do centrowania na obrabiarkach (Diacator)
przyrzady do sprawdzania czujnikow MPG30
przyrzady do sprawdzania watéw korbowych
statywy pomiarowe
akcesoria
pierscienie ustawcze
diawireless
wzorce granitowe
plyty pomiarowe, granitowe, zeliwne, ceramiczne
tawy, katowniki, statywy
wzorce diugosci
przyrzady przenosne do pomiaru grubosci powtok
przyrzady przenosne aplikacje specjalne
uniwersalne przyrzady stacjonarne
systemy pomiarow kulometrycznych
badania materiatowe
spektrometry XRF grubos¢ powtok i analizy sktadu
nanotwardosciomierze
mikrotwardosciomierze
twardosciomierze przenosne
twardosciomierze stacjonarne
twardosciomierze automatyczne
twardos$ciomierze integrowane z liniami produkcyjnymi
analiza gtebokosci utwardzenia po obrébce cieplno-chemicznej
twardosciomierze do tworzyw sztucznych i gumy
pomiar twardosci metodg IRHD
dynamometry i czujniki do pomiaru sity w kierunku rozciggania i $ciskania
zewnetrzne przetworniki sity i momentu
statywy do pomiaru sity
przyrzady do pomiaru momentu sity
oprogramowanie pomiarowe Emperor
oprogramowanie pomiarowe Emperor Lite
przyktady aplikacji
teksturometry i tenderometry do okreslania wtasciwosci reologicznych zywnosci
przyktady aplikacji
kompaktowe maszyny wytrzymatosciowe Inspekt Table
stacjonarne maszyny wytrzymato$ciowe Inspekt
oprogramowanie pomiarowe Labmaster
badania wytrzymatosciowe mebli
spektrometry iskrowe OES
Solaris CCD Plus
Esaport
Atlantis
frezy
gwintowniki
wiertta
Kalimat A/C/E - zautomatyzowane ustawianie narzgdzi
Kalitec A - zautomatyzowany pomiar i termomocowanie
Kalimat A/K - pomiar narzedzi duzych $rednic
Kalimat A/MR - zrobotyzowany pomiar i wymiana narzedzi
uchwyty narzedziowe, oprawki narzedziowe PSK, HSK, SK, BT
systemy termokurczliwe i-tec oraz oprawki do mocowania termokurczliwego

-D
pomiary wytrzymato$ciowe
pomiary wspétrzednosciowe
pomiary mikroskopami Vision
pomiary chropowatosci i konturu
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ITA spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia S.K.A.
ul. Poznanska 104, Skérzewo, 60-185 Poznan
tel. +48 61 222 58 00, fax +48 61 222 58 01

info@ita-polska.com.pl www.ita-polska.com.pl

projekt: www.airbrush.com.pl



